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Révision de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI est constam-
ment revu par la Commission afin d’assurer qu’il refiéte bien 1’état
actuel de la technique.

Les renseignements relatifs & ce travail de révision, a I’établisse-
ment des éditions révisées et aux mises a jour peuvent étre obtenus
aupres des Comités nationaux de la CEI et en consultant les docu-
ments ci-dessous:

® Bulletin de la CEI

@® Rapport d’activité de la CEI

Revision of this publication

The technical content of IEC publications is kept under
constant review by the IEC, thus ensuring that the content
reflects current technology.

Information on the work of revision, the issue of revised
editions and amendment sheets may be obtained from IEC
National Committees and from the following IEC sources:

IEC Bulletin

® Report on IEC Activities

Publ{é annuellement

@  Catalogue des publications de lIa CEI

Publig annuellement

Terminolpgie

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se
reportera § la Publication 50 de la CEI: Vocabulaire Electro-
technique [International (V.E.L.), qui est établie sous forme de
chapitres [éparés traitant chacun d’un sujet défini, I'Index
général étant publié séparément. Des détails comiple
V.E.I. peyvent étre obtenus sur demande.

Les termes et définitions figurant dans la présente publi
ont été soif repris du V.E.I., soit spécifiquement agfprouv
fins de cetfe publication.
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he terms and definitions contained in th¢ present publication
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pproved for the purpose of this publicati¢n.

Graphical and letter symbols

For graphical symbols, and letter symbolg and signs approved
by the IEC for general use, readers are geferred to:

— IEC Publication 27: Letter symbols to|be used in electrical
technology ;

— IEC Publication 117: Recommended | graphical symbols.

The symbols and signs contained in the|present publication
have either been taken from IEC Publications 27 or 117, or
have been specifically approved for the purpose of this publi-
cation.

Autres publications de la CEI établies par le méme
Comité d’Etudes

L’attention du lecteur est attirée sur la page 3 de la couverture,
qui énumére les autres publications de la CEI préparées par le
Comité d’Etudes qui a établi la présente publication.

Other I E C publications prepared by the same
Technical Committee

The attention of readers is drawn to the inside of the back
cover, which lists other I E C publications issued by the Technical
Committee which has prepared the present publication.
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OSCILLATEURS PILOTES PAR QUARTZ

Premiére partie: Informations générales, conditions et méthodes d’essai
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68-2: Deuxiéme partie: Essais. -
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

QUARTZ CRYSTAL CONTROLLED OSCILLATORS

Part 1: General information, test conditions and methods

FOREWORD

1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Technical Commi

on which all the

National Jommittees having a special interest therein are represented, express, as nearly as possible, anfinternatignal gongensus

of opinion| on the subjects dealt with.

2) They havq the form of recommendations for international use and they are accepted by the
sense.

3) In order tp promote international unification, the IE C expresses the wish that all
text of the IEC recommendation for their national rules in so far as national co
between the IEC recommendation and the corresponding national rules should;, a
the latter.

This standard has been prepared by IE
Frequency|Control and Selection.

n that

pt the
Fgence
ted mn

iezoelectric Devicds for

It forms |Part 1 which contains Chapters I standard for quartz crystal contrplled
oscillators. %
Part 2, cpntaining Chapter NI: i Usedet! Quaytz Crystal Controlled Oscillators, wjll be

issued as TE C Publication f

Part 3, cpntaining %ap S lines, will be issued as IE C Publication 679-3.

A draft was discussed.d meet e/Nim\TOkyo in 1975. As aresult of this meeting, a revised {Iraft,
Documentd9(Centra ted to the National Committees for approval under the Six
Months’ Rple in

The Nat

South Africa (Republic of)

6llowing countries voted explicitly in favour of publication:

Spain
Egypt Sweden
France Switzerland
Germany Turkey
Japan United Kingdom
Poland United States of America

Romania

Other 1 E C publications quoted in this standard :

Publications Nos. 68-1: Basic Environmental Testing Procedures, Part 1: General.
68-2- Part 2 Tests.
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OSCILLATEURS PILOTES PAR QUARTZ

Premiere partie: Informations générales, conditions et méthodes d’essai

CHAPITRE I: INFORMATIONS GENERALES

1. Domaine d’application

La présente norme s’applique aux oscillateurs pilotés par quartz, destinés a &tre utilisés dans les

apparells €lectroniques et qui sont disponibles dans le commerce com
indépendantes. Il convient de I'utiliser conjointement avec la Pu
fondamentaux climatiques et de robustesse mécanique.

unite

séparées et
CEI: Essais

ous les types
equises pour

spécification

lectriques et
les directives
hartz.

température,
bar le quartz

de vibration

3.3 Coupe du quartz

Orientation de I’élément de quartz par rapport aux axes cristallographiques du cristal.

Note. — On a introduit cette définition car il peut &tre souhaitable de spécifier la coupe (donc la forme générale de la
caractéristique fréquence/température) d’un quartz utilisé pour réaliser un oscillateur. Le choix de la coupe
implique certaines caractéristiques propres de Poscillateur, qui, autrement, pourront ne pas étre signalées dans la

spécification particuliére.

* Certains acronymes communément utilisés, comme VCXO, sont indiqués dans cet article et utilisés dans le reste de la
présente norme dans un souci de concision. Cela s’applique aussi a I'utilisation du terme « oscillateur» a la place de

«oscillateur piloté par quartz».
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QUARTZ CRYSTAL CONTROLLED OSCILLATORS

" Part 1: General information, test conditions and methods

CHAPTER I: GENERAL INFORMATION

1. Scope

This standard applies to quartz crystal controlled oscillators intended for use_in electronic
applicdtions and which are commercially available as separate and independent ynits. Itshoald be
used i} conjunction with IEC Publication 68: Basic Environmental Testing’ P Cc

This
crystal
given i

rtz
be

In c4
specifig

ail

2. Object

To ef » , :lies
of quar{z crystal controlled ossj : e < . se

3. Terms and definitiops*
3.1 Packagdd crystal OS:ll 7

A cr n,
exhibiting a frequencyte . nit
employ

3.2 Overton
An ogci he

mode of vibtation.

3.3 Crystal cut

The orientation of the crystal element with respect to the crystallographic axes of the
crystal.

Note. — This definition is included, as it may be desirable to specify the cut (and hence the general form of the
frequency-temperature performance) of a crystal used in an oscillator application. The choice of crystal cut will
imply certain attributes of the oscillator which may not otherwise appear in the detail specification.

* Certain commonly used acronyms, such as VCXO, are noted in this clause, and used elsewhere in this standard for
purposes of brevity. This also applies to the use of the term “oscillator” instead of ““crystal controlled oscillator”.
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3.4 Oscillateur a quart; commandé par une tension (VCXO)

Oscillateur piloté par quartz dont on peut faire varier la fréquence ou la moduler selon une loi
spécifiée par 'application d’une tension de commande.

3.5. Oscillateur a quartz d compensation de température (TCXO)

Oscillateur piloté par quartz dont la dérive de fréquence, due 2 la température, est réduite au
moyen d’un systtme de compensation incorporé au dispositif.

3.6 Oscillateur a-quartz a enceinte a température régulée (OCXO)

Oscillateur piloté par quartz et dans lequel le quartz au moins est & température controlée (par
exemple dans une enceinte) de fagon a étre maintenue pratiquemgnt constante| Ce mode de

fonctionnement garantit que la fréquence de l'oscillateur reste gensib tante dans la

gamme de températures de fonctionnement de 'OCXO, donc aractéristique

fréquence/température du quartz.

Note. — Dans un souci de concision, le terme « enceinte » est utilisé daks cette™ i Es largement dans
Pindustrie électronique) pour désigner une enceinte thé€rmi iso¥é . ature interne est
maintenue sensiblement constante au moyen d’un dispositi &gy é , te] qu’un thermostat

3|7 Fréquence nominale

Fréquence assignée a 1'of dant le fonctionnement sous des

conditions spécifiées.

3|8 Tolérance de fréquence

de l'oscillateur par rapport a une vgleur nominale
Y dans des conditions spécifiées.

uvent attribuees pour des effets ambiants indépendants électrlques,

dres/de foncnonnement de méme que la gamme de la variable spécifiée, c’est-

fo ctlo ement dans une gamme SpeCIflCC de températures, les autres conditions restant constantes
a wence par rapport a sa valeur  une tension d’alimentation spécifiée, causé ppr une variation de

2 tensjon d™fimentation dans une gamme spécifiée, les autres conditions restant constarjtes.
l;lconditions restant

Fcart de la fréquence par rapport a sa valeur dans des conditions de charge spécifiées, causq par des variations
e limpédance de charge dans une gamme spécifiée, les autres conditions restant constaptes.
tc

Dans certains cas, une tolérance de fréquence globale pour une quelconque ou pour toutes les
combinaisons des paramétres de fonctionnement, pendant une durée spécifiée, peut étre
spécifiée.

3.9 Décalage de fréquence

Différence positive ou négative qu’il convient d’ajouter a la fréquence nominale spécifiée de
Poscillateur lorsqu’on ajuste la fréquence de cet oscillateur pour un cas particulier de conditions de
fonctionnement afin de minimiser les écarts par rapport a la fréquence nominale dans une gamme
spécifiée de conditions de fonctionnement.


https://iecnorm.com/api/?name=89278ab878ec3d9c25e581ef1c5a8c6a

3.4 Voltage

— 11 —
controlled crystal oscillator (VCXO)

A crystal controlled oscillator, the frequency of which can be deviated or modulated according
to a specified relation by application of a control voltage.

3.5 Temperature compensated crystal oscillator (TCXO)

A crystal controlled oscillator whose frequency deviation due to temperature is reduced by

means

of a compensation system, incorporated in the device.

3.6 Oven controlled crystal oscillator (OCXO)

operatj
temper
istic of

Note. —

3.7 Noming
The

3.8 Frequer

The
when ¢

Note. —

A crystal controlled oscillator in which at least the crystal unit is temperature controlled (e.g. in
an oveh) so that the temperature of the crystal is maintained substantially constdnt. This modg of
on ensures that the oscillator frequency will remain sensibly consta g
ature range of the OCXO, therefore independent of the frequencyfeix I-
the crystal unit.
For purposes of brevity, the term “oven” is used in this standard (as it is ¢ 1te w1 :i used in hics
industry) to denote a thermally insulated enclosure whose internal tempe ed se f by
means of some temperature control device, such as a thermostat or
[ frequency
ified conditions.
cy tolerance
maximum permissib quency from a specified nominal vallue
perating under
Frequency 3 ifon-
mental. When_this 2 | as
the range of the
ified
ified
n the “frequency with specified load conditions due to changes in load impedance over|the
specified bther conditions remaining constant.
LEtc.

In some cases, an overall frequency tolerance may be specified, due to any/all combinations of

operati

ng parameters, during a specified lifetime.

3.9 Frequency offset

The frequency difference, positive or negative, which should be added to the specified nominal
frequency of the oscillator, when adjusting the oscillator frequency under a particular set of
operating conditions in order to minimize its deviation from nominal frequency over the specified
range of operating conditions.
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Exemples

1) Sile sens et le taux approximatif de vieillissement de fréquence d’un OCXO particulier sont
connus, soit +1 X 10-# par semaine, un décalage de la fréquence initiale de —2,5 %X 1077 a
Iinstant de l’installation garantira le moindre écart par rapport a la fréquence nominale
pendant une période de fonctionnement régulier de 1 an.

2) (Voir figure 1, page 98).
Un décalage de fréquence peut étre spécifié pour un ajustage a la température de référence
afin de minimiser I'écart de fréquence par rapport a la fréquence nominale dans la gamme
entiere de températures. (Si les conditions réelles le requierent, la compensation de fréquence
peut étre spécifiée en fonction de la température ambiante, par exemple a I'aide d’une
courbe.)

3010 Fréquence d’ajustage

ticuliere des
de fréquence
e d’ajustage =

Fréquence a laquelle un oscillateur doit étre réglé pour
paramétres de fonctionnement afin de répondre a la spégifi

311 Gamme d’ajustage de la fréquence

Gamme dans laquelle la fréquence d¢ d’un élément

variable afin de:

b) corriger la fréquence de I t n écart di au

sous forme de
0-4).

La gamme dé
fraction par

oEcillateur doit
e [sortie dans les

déMempératures, mesurée au point de référence, dans laquelle I'dscillateur doit
ournir un signal de sortie, mais pas obligatoirement dans les tolérancgs spécifi€es de
fréquence, de niveau, de forme d’onde, etc.

3.14 Température de référence

Température a laquelle certaines caractéristiques de T'oscillateur sont mesurées, normalement
25 + 2°C.

3.15 Température du point de référence

.

Température mesurée a un point spécifique de référence de 'oscillateur. Normalement, ce
point de référence spécifié est la surface du boitier de l'oscillateur ou un point défini dans la
chambre climatique comme prescrit par la spécification particuliere.


https://iecnorm.com/api/?name=89278ab878ec3d9c25e581ef1c5a8c6a

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

— 13 —
Examples

1) If the direction and approximate rate of frequency ageing of a particular OCXO are known,
such as +1 X 1078 per week, an initial frequency offset of —2.5 X 107 at time of installation
will ensure the least deviation from nominal frequency during undisturbed operation for a
1-year period.

2) (See Figure 1, page 98).

In order to minimize the frequency deviation from nominal over the entire temperature range,
a frequency offset may be specified for adjustment at the reference temperature. (If actual
conditions should require it, the frequency offset may be specified as a function of ambient
temperature, for example, by means of a plotted curve.)

Adjustnent frequency

The frequency to which an oscillator must be tuned, under a particular c&
parameters, in order to meet the frequency tolerance specification gver
operating conditions (i.e., adjustment frequency = nominal freque

Frequgncy tuning range

Frequency tuning range is the range over which th¢ oscilla hns
of somk variable element, for the purp :

b) to gorrect the oscillator frequency to
chahged conditions.

ner

Frequency tuning range
(e.g. H1.00 x 1074, — I

Operating tem

The [range of temg
function, maintaig

hcy

ed\atthe reference point, over which the oscillator sltall
and other output signal attributes within specified tolerances.

Opera

p'liv.

The range~qf.témperature, measured at the reference point, over which the oscillator shall
continye to/provi output signal, though not within the specified tolerances of frequency,
level, waveform, etc.

Reference temperature

The temperature at which certain oscillator performance parameters are measured, normally
25 £ 2°C.

Reference point temperature

The temperature measured at a specific reference point relative to the oscillator. Normally, this
reference point is specified as the oscillator package mounting surface, or a designated point in the
environmental chamber as specified in the detail specification.
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3.16 Temps de stabilisation

Temps mesuré a partir de I'application initiale de la tension, requis par un oscillateur piloté par
quartz pour stabiliser son mode de fonctionnement dans des limites spécifiées.

3.17 Coefficient de tension de la fréquence

Rapport de la variation relative de la fréquence de sortie a la variation relative de la tension
d’alimentation, les autres paramétres restant inchangés. Le coefficient de tension est souvent
exprimé en fractions par volt (exemple: 1 X 10~%/volt) pour des tensions d’alimentation dans des
limites spécifiées.

Note. — Dans le cas d’'un OCXO, un temps considérable peut s’écouler avant que le plein effet d’'une variation de la
tension soit observé, car la température de I'enceinte peut dériver graduellement vers une nouvelle valeur & la

suite-de-la pnrh-rkoﬁnn de-tension

3.18 Coefficient de charge de la fréquence

pmpédance de
abituellement
urcentage de

4 long terme
des variations
e la variation

leur moyenne
mesures de ce phénoméne sont communéent utilisées,
érentyde ce comportement aléatoire (paragrapheq 3.21 a 3.26).

¢’ des définitions dans le domaine-fréquence et dans le
ications spécifiques d’un oscillateur pilot¢ par qpartz peuvent

innexe A). La

et la densité spectrale énergétique de cette fonction, S, (f), représente la caractéristique des
fluctuations relatives de fréquence dans le domaine-fréquence. Sa dimension est Hz™*.

Note. — Dans les expressions ci-dessus, F représente la fréquence de l'oscillateur, F, correspond a la fréquence moyenne
de loscillateur et f représente la fréquence de Fourier.

3.22 Variance d’Allan de la fluctuation relative de fréquence

Définition préférée de la caractéristique de la stabilité a court terme de la fréquence de sortie
d’un oscillateur dans le domaine-temps:
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3.16 Stabilization time

3.17

3.18

3.19

3.20

3.21

3.22

The time, measured from the initial application of power, required for a crystal controlled
oscillator to stabilize its mode of operation within specified limits.

Frequency voltage coefficient

The ratio of the fractional change in output frequency to a fractional change in supply voltage,
other parameters remaining unchanged. Voltage coefficient is often expressed in fractional parts
per volt (e.g. 1 X 10-%/volt) for supply voltages within specified limits.

Note. — In the case of OCXO’s, a considerable time may elapse before the full effect of a supply voltage change is
observed, as the temperature of the oven may drift gradually to a new value following the voltage

perturbhation

Frequgncy load coefficient

The
impeds:
parts/p

Freque

The
caused
should
10~9/d4
Short-

The an oscillator from its mean value ($ee
Appen his” phenomenon are in common use, each
describ behaviour (Sub-clauses 3.21 to 3.26). Bgth
frequency-domain apd mai imiti are included as specific applications of crystal
control i s e sspecially’upon one or the other.

Powerls

The |; ; quency-domain measure of short-term stability (see Appendix A). The

fractiofgahd 6% ; on of the output of an oscillator may be defined as:

and the power spectral density of this function, Sy (f), describes the frequency fluctuation
characteristic in the frequency domain. It has the dimension of Hz 1.

Note. — In the above expressions, F denotes oscillator frequency, F, denotes average oscillator frequency, and f is used to
denote Fourier frequency.
Allan variance of fractional frequency fluctuation

The preferred definition in the time domain of the short-term stability characteristic of
oscillator output frequency:
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1 M«L(Ykn_yk)z
o (M,2,1,7)=
2 ( ) M_lk; .

ol Y, représente la moyenne des fluctuations relatives de fréquence instantanée obtenues par
mesures successives sans temps mort systématique entre les mesures; 7 est le temps d’échantil-
lonnage selon lequel la moyenne des mesures est etabhe M est le nombre de mesures.

C’est une forme spécifique de la variance générale a M échantillons (voir annexe A).

3.23  Fluctuation relative efficace de fréquence

Mesure de la stablhte de frequence a court terme d’'un oscillateur dans le domaine-temps,
i pT : ; c—de—mes égquence, chacune
valles spécifié

1

ine-fréquence,
se, Sy (f), oula
fluctuation de
de fréquence

Ie la fréquence de

eprésentée par
ar rapport a la
puz e totale du signal, par hertz de largeur de bande. Comprenant la puissange de bruit non
déterministe, les composantes de distorsion harmonique et les interférences prov quées par une
fréquence parasite. cette mesure de la qualité du signal de Poscillateur est particulierement utile
lorsqu’il s’agit de traitement de signaux analogiques et d’applications pour les télécommunica-
tions.

3.26 Modulation fortuite de la fréquence

Mesure facultative de la stabilité de fréquence dans le domaine-fréquence. La modulation
fortuite de la fréquence est le mieux décrite en termes de spectre de la bande de base d’un signal
obtenu en appliquant le signal de l'oscillateur a un circuit discriminateur idéal de caractéristiques
spécifiées. Si la détection de largeur de bande est convenablement spécifice, la modulation fortuite
de fréquence peut étre exprimée par une fraction dans une bande de la fréquence de sortie
(exemple: 2 X 1078 eff. dans une bande de 10 kHz).
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1 Mt (Yk+1'-Yk)2
oo (M, 2,7,7)=
y ( 7) M1 k;1 >

where the Y above are the average instantaneous fractional frequency fluctuations obtained
sequentially, with no systematic dead time between measurements; 7 is the sample time over
which each measurement is averaged; M is the number of measurements.

This is a specific form of the general M-sample variance (see Appendix A).

R.M.S. fractional frequency fluctuation

A measure in the time domain of the short-term frequency stability of an oscillator, based on the
statistical-properties-ofa-numberof frequency measurenmemnts; each TEPIESENMNg AT average of]the
instanfaneous frequency over the specified sampling interval (see Appendix™). The prefeyred
measute of fractional frequency fluctuation is:

AF 1 M1 1
Oer=|5m— L Fui-%)7| "=

F, 2(M-1) «

Phasd noise (phase jitter)

A flequency-domain measure of the short-term
expressed as the power spectral densitf\of the
fluctuz
related

Note. —

Spectn

A m|
noise f
Includ
frequepcy interfereénces, this measure of oscillator signal quality is especially useful for consider-
ations |manalogue signal processing and telecommunication applications.

ide

Incidental frequency modulation

An optional measure of frequency stability in the frequency domain. Incidental f.m. is best
described in terms of the spectrum of the resultant base-band signal obtained by applying the
oscillator signal to an ideal discriminator circuit of specified characteristics. If the detection
bandwidth is adequately specified, the incidental f.m. may be expressed as a fractional proportion
of the output frequency (e.g. 2 X 10~ r.m.s. in a 10 kHz band).
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Distorsion de la modulation d’amplitude

Distorsion non linéaire dans laquelle les valeurs relatives des composantes du spectre de forme
d’onde du signal de modulation sont modifiées; désignée aussi comme distorsion de fréquence,

distorsion d’amplitude et distorsion amplitude-fréquence.

Linéarité de I'écart de modulation de la fréquence

Mesure de la caractéristique de transfert d’un systéme de modulation comparée a

une fonction

idéale (ligne droite), habituellement exprimée par une non-linéarité admissible en pourcentage de
la totalité d’un écart spécifié. La non-linéarité de I'écart de modulation peut &tre aussi exprimée en

termes de distorsion permise des signaux de la bande de base produits par le

dispositif de

modulation (exemple: intermodulation et produits de distorsion harmonique n’excédant pas

3.33

3.34

AO— 1 —_1 N 1 : 14 T P AY
= 4U 0D pPdI TAPPOTU d 1d PDUISSAIRTUUSTEITar ut ot at oy

Exemple :

La figure 2, page 99, présente la courbe de fréquence de sorti¢ dun'escillate
spécifié pour avoir une caractéristique de modulation d
avec une non-linéarité permise de +5%. La courbe D

Distorsion harmonique
Distorsion non linéaire caractérisée p amposantes indésirables du spectre,
liées de facon harmonique augignal de i abituellement

exprimée par le rapport (en
fondamental (exemple: le de
fondamental).

tie du signal
port au signal

hraitre comme
bn le mode de

bur lesquels la

D% a 90% de

Pamplitude maximale. Le temps de montée est proportionnel a la constante de temps et mesure

Iinclinaison de la forme d’onde par rapport a la verticale (voir figure 3, page 99).

Temps de descente

Intervalle de temps requis pour que le flanc de fin d’impulsion varie de 90% a 10% de

I’amplitude maximale (voir figure 3).

Symétrie
A T'étude.
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Amplitude modulation distortion

Non-linear distortion in which the relative magnitudes of spectral components of the modu-
lating signal waveform are modified, also commonly known as frequency distortion, amplitude
distortion, and amplitude-frequency distortion.

Linearity of frequency modulation deviation

A measure of the transfer characteristic of a modulation system as compared to an ideal
(straight line) function, usually expressed as an allowable non-linearity in per cent of specified full
range deviation. Modulation linearity can also be expressed in terms of the permissible distortion
of base-band signals produced by the modulation device (e.g. intermodulation and harmonic
distortion products not to exceed —40 dB relative to total modulating signal power).

Example :

Figyre 2, page 99, is a plot of the output frequency of a typical modulate
have & modulation characteristic of 133.3 Hz/V over a range /6f>s
non-lipearity of +5%. Curve D is the actual characteristic compared\with the§
the limits (curves B and C).

Harmpnic distortion

A npn-linear distortion characterized by the gg
harmopically related to the desired sign:
expresged as a power ratio (in decibels)
second harmonic is suppressed 30 dB).

ation /of fapdesited spectral compongnts
> Eath h@n i€ component is usuplly
of the desired signal (g.g.

Spurigus oscillations

Discrete frequency put

frequehcy, appeari as
symmgtrical sid, on.
Spurio Is)
with re
Pulse

The [tj at
which
Rise ti

The tim¢ interval required for the leading edge of a pulse waveform to change from10% to
90% of its maximum amplitude. Rise time is proportional to the time constant, and is a measure of
the steepness of the waveform (see Figure 3, page 99).

Decay (or fall) time

The time interval required for the trailing edge of a pulse waveform to decay from 90% to 10%
of its maximum amplitude (see Figure 3).

Symmetry

Under consideration.
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4. Marquage

Chaque oscillateur piloté par quartz porte les informations suivantes marquées de fagon lisible
et indélébile:
a) type ou numéro de code, comprenant la date de fabrication;
b) fréquence nominale;
¢) marque d’origine;
d) des informations facultatives telles que:
— désignation des connexions électriques,
— numéro de série,
— code d’identification,
— tension d’alimentation et polarité.

Note. — 11 est recommandé de marquer les fréquences nominales de la fagon suivantg¢:
— fréquences nominales inférieures a 1 kHz, en hertz,
— fréquences nominales comprises entre 1 kHz et 1 MHz, en kilohe
— fréquences nominales supérieures a2 1 MHz, en mégahertz.

5.| Essais de type

5.1 Type

Un type englobe les quartz de conception 1 e méme fabricant.

— des caractéristiques éleétri
— des caractéristiques de I'e
— de la construction ;
— de Pencombrement.

5.2 Essai de type

L’essai de i plete des essais a effectuer sur un certdin nombre de

spécimens atifs &en Ve de déterminer si un fabricant donné peut étre en mesure
de fa -@ r i 2

5.
jivant laquelle
tisfaisant aux
5. méthodes d’essai appropriées pour déterminer les caractéristiquep de fonction-

nemen us communément spécifiées des oscillateurs pilotés par quartz sont de¢crites dans le
e la présente norme. En toute circonstance particuliére, il est préfdrable que les

’ : ’

objet d’accord entre
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4. Marking

5. Type tests

5.1

5.2

5.3

5.4

Each quartz crystal controlled oscillator shall have the following information legibly and
indelibly marked upon it:

a) type or code number, including date of manufacture;
b) nominal frequency;
¢) mark of origin;
d) optional information, such as:
— designation of electrical connections,
— serial number,
— identification code,
— power supply voltage and polarity.

Note. —{It is recommended that nominal frequencies be marked as follows:
— nominal frequencies below. 1 kHz, in hertz,

— nominal frequencies between 1 kHz and 1 MHz, in kilohertz,
— nominal frequencies above 1 MHz, in megahertz.

Type
A type comprises crystal units of one design made b

Note. — The design of a crystal unit covers the cop

— electrical characteristics ;

— environmental characteristics ;
— construction ;

— outline.

Type teft

The ftype test of a crysts of
specimpns represéntative lar
manufjcturer is tQ 1
Type af

Type his
noming pe
meeting
Test ¢ hce
characferistics\o rd.

The spgcitic,parameters to be tested in any particular instance, and test procedures to be followgd,

b t—b d ot e 1
may best-oe-agrecaoctween nmanutacturer anduser:
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CHAPITRE II: CONDITIONS ET METHODES D’ESSAI

6. Controle visuel externe

6.1 Contréle visuel A (contrdle initial)

L’oscillateur est examiné visuellement pour s’assurer que son état, sa facture et sa finition sont
satisfaisants. Le marquage doit étre lisible et durable.

6.2 Controle visuel B (contréle apres essai)

T’oscillateur est examiné visuellement. 11 e doit Présenter i CorTpsion~ui autre] détérioration
qui pourrait compromettre un fonctionnement satisfaisant. Le btre lisible et
durable.

7.| Dimensions et calibrages

7.1 Contréle dimensionnel A (sorties)

¢cification est

presse dans la

rmination des

aractéyistiques fréquence/température.
~ Caractéristiques de stabilité de fréquence.
__Ar]_us_t_a.gg de-la Frpnnenr‘P

— Caractéristiques de retragabilité.

— Caractéristiques de sortie.

— Caractéristiques de modulation d’amplitude.

— Caractéristiques de modulatlon de fréquence.

— Pureté spectrale.

— Caractéristiques de brouillage électromagnétique.

8.1 Généralités

L’article 8 donne des informations générales relatives aux méthodes de mesures €lectriques et
aux précautions générales a observer pendant ces mesures.
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CHAPTER II: TEST CONDITIONS AND METHODS

6. External visual inspection

6.1 Visual test A (initial inspection)

The oscillator shall be visually examined to ensure that the condition, workmanship and finish
are satisfactory. The markings shall be legible and durable.

6.2 Visual Test B (post-test inspection)

The oscillator shall be visually examined. There shall be no corrosion or otherdeterioration
likely fo impair satisfactory operation. The markings shall be legible and duraple.

7. Dimensjons and gauging

7.1 Dimenkional Test A (terminations)

Dinjensions, spacing and alignment of the terminations the

specification, using gauges as specified.

7.2 Dimenkional Test B (package dimensions

The|overall package dimensions shall be

8. [Electricgl tests

The| tests describednn this stidnda haltbe performed unless specifically waived by [the
applicable detail specification

Eledtrical tes
performance characper

— Inj
— V(
— Su
— Inj
— Outp
— Fre¢
— Fr¢ )
— Fr¢quéncy adjustment.

(t10n of the following environmental conditions pnd
his standard:

— Re'trace—characteristics:

— Output characteristics.

— Amplitude modulation characteristics.

— Frequency modulation characteristics.

— Spectral purity.

— Electromagnetic interference characteristics.

8.1 General

Clause 8 gives information of a general nature applying to electrical measurement methods and
general precautions to be observed during measurements.
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8.1.1 Variantes de méthodes d’essai

Les méthodes de mesure et les conditions d’essai spécifiées dans la présente norme ne sont pas
les seules méthodes qui puissent étre employées ; cependant, dans le cas de I'utilisation d’une autre
méthode, on doit vérifier que la valeur de la caractéristique obtenue par cette méthode sera dans
les limites prescrites par la spécification particuliere applicable si elle était mesurée selon la
méthode recommandée.

8.1.2 Conditions d’équilibre

Sauf prescription différente, tous les essais électriques sont effectués aux conditions d’équilibre.
Lorsque les conditions d’essai occasionnent une variation- importante dans le temps des
caractéristiques mesurées, il convient de spécifier les moyens de compenser de tels effets; par

iHate Ratntes ; it écifiées avant

de mesurer la fréquence de sortie.

8.1.3 Température

e ambiante ou
de référence de 25 + 2°C. Les mesures peuvent étree &S s ; htures pourvu
qu’il soit vérifié que les caractéristiques de I'oscillaten ispositions de

les essais des
oscillateurs pilotés par quartz soit suffi nde souhaitée
des mesures; les alimentatio transitoires;
Iondulation et/ou le contenu ¢ e entierement
définis dans 1 S mesures a
effectuer.

8.5 Con

gler toutes les

présentés au
paragraphe\8.2 sont les circuits et les méthodes a utiliser de préférence; il conyiendrait, dans
Iéventualité ou un dispositif utilisé pour une mesure modifierait la caractéristiquel examinée, de
fenir compte des effets entrainés par la modification.

8.1.7 Conditions de circulation d’air pour les essais de température

Lorsque les dispositifs sont essayés a des températures différentes de 25 £ 2°C, on utilise une
circulation d’air adéquate pour assurer un bon réglage de la température.

Si les pertes calorifiques causées par la circulation forcée d’air affectent les caractéristiques de
fonctionnement de l'oscillateur, des conditions d’air calme peuvent &tre simulées en protégeant
loscillateur a I'aide d’un écran pare-vent consistant en une enceinte conductrice de chaleur de
facon 2 assurer une distribution de température uniforme autour de I'oscillateur. Sauf prescription
différente dans la spécification particuliere, la température a laquelle la mesure est effectuée est la
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8.1.1 Alternative test methods

The measurement methods and test conditions specified in this standard are not the only
methods which may be employed; however, if other methods are to be used, it must be verified
that the value of the characteristic determined by the methods used will fall within the limits
specified by the relevant detail specification if measured by the recommended methods.

8.1.2 Equilibrium conditions

All electrical tests shall be conducted under equilibrium conditions unless otherwise specified.
When test conditions cause a significant change with time of the characteristic being measured,
means of compensation for such effects should be specified; for example the period of time that
the osegillatorsha i ifi iti e—h P 3 At of
outpuf frequency.

8.1.3 Temperature

Unless otherwise specified, all measurements shall be made at an ambient ® pint
temperature of 25 *+ 2°C. Measurements may be made at othe peratures , it is
verifigd that the characteristics of the oscillator are in accordance Witk the
detail [specification when tested at 25 °C.

8.1.4 Power supplies

D.d bple
content large enough to affect the desired 2 ) : g a.c. power sources shoulf be
transi the power sources is critical to| the
measty the detail specification.

8.1.5 Opetating con@zs

Duging electrical t€sting : b controlled oscillators, all power supply voltages|and
load impedances sha G g1y accuracy of *1%o, unless otherwise stated in the d¢tail
specification.

8.1.6 Precq

The| mea yent cire and procedures for specific electrical tests given in Sub-clause 8.2 are
the pr| and circuits; should measuring apparatus modify the characteristic bging
exami wdnce must be made for any loading effects.

hed,\due allo

8.1.7 Air flow conditions for temperature tests

When devices are to be measured at other temperatures than 25 + 2 °C, adequate air circulation
shall be provided to ensure good temperature control.

Ifheat loss due to forced air circulation affects oscillator performance, still air conditions may be
simulated by enclosing the oscillator in a draught shield consisting of a thermally conducting box;
with internal dimensions such as to provide an even temperature distribution around the
oscillator. The temperature at which measurements are taken, unless otherwise stated in the detail
specification, is the reference point temperature on the surface of the oscillator package. If a
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température au point de référence de la surface du boitier de 'oscillateur. Si un écran pare-vent
est utilisé, il doit &tre conservé pour les essais a haute et a basse température; la température au

point de référence est mesurée sur I'écran pare-vent,

8.1.8 Précision de la mesure

8.2

Les limites prescrites dans la spécification particuliere sont les limites absolues. On doit tenir
compte des tolérances propres aux instruments et méthodes de mesure lors de la définition des

limites réelles pour I’essai.

Sauf prescription différente dans la spécification particuliere, il convient que la précision et

Pexactitude des méthodes et équipements utilisés pour 1’évaluation des caract

éristiques de

fonctlonnernent d’un oscillateur sment meilleures d’au moins un ordre de grandeur (a savoir un

piloté par quartz.

.1 Résistance d’isolement

Objet :
Constater que la résistance
spécifiée inférieure a la tension

surée avec I’application
e’valeur spécifiée.

Circuit d’essai :

de n’appliquer la tension qu’aux sorties spécifiées et de respects
lorsqu’elle est spécifiée. La valeur de la tension appliquée ne doit pas dépasser la va

L inebservation-dune-guelcongue-des recommandations n: dessus-peut entrainer1
+=——HhobservatHoRh -6k BgHe-aesrecommanaator P

tion du dispositif essayé.

Conditions spécifiées:

éterminer les

d’une tension

a de la figure
spécifiée. En
bmme dans la
cur minimale
héthodesa ou

r la polarité
eur spécifiée.
ne détériora-

Les conditions d’essai suivantes sont prescrites dans la spécification particuliere:

1) points de mesure;

2) limites de la tension appliquée et polarité;
3) résistance minimale;

4) intensité maximale du courant.

Note. — La tension maximale doit étre inférieure & 20 V et la résistance mesurée doit &tre supérieure a 20 M, sauf

spécification différente, aux points 2) et 3).
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draught shield is used, it must be retained for both high and low temperature tests and the
reference point temperature is as measured at the draught shield.

8.1.8 Precision of measurement

The limits stated in the detail specification are absolute. Tolerances on measurement instru-
ments and methods shall be taken into account when determining actual experimental limits.

Unless otherwise stated in the detail specification, the precision and accuracy of test methods
and equipment used for the evaluation of oscillator performance shall be at least one order of

magnitude (i.e. a factor of ten) better than the tolerances to be determined. (Fo

r example a

voltmeter—aced SR i e : a =3 ibrations of
test equipment and reference frequency sources shall be traceable to ignal
standajrds. ’

8.2 Particu

Thig sub-clause contains recommended procedures and test gircti e, d mipation of
particylar performance characteristics and electrical paramefers™Q led
oscillagors.

8.2.1 Insultion resistance
Purpgse :

To eds a specified value when
measured with an applied voltage below
Test circuit:

Figyre 4, page 100.

Procedure :

The specifie the
resulting currentN§ u an
ohmmeter may be this
case t b to
metho l.
Precay

Voljage should.be applied to the specified terminals only, and polarity should be observed when
specified, The applied voltage during test should not exceed the specified value. Failure to obsgrve

any ofithe-above—mav—result

1n—dn ho davieca i das.
tHC—t it y—TFestrrh-aaia gt o atvicedRaer—=est

Specified conditions :

The
1) tes

following test conditions shall be stated in the detail specification:
t points;

2) applied voltage limits and polarity;
3) minimum resistance;
4) maximum current flow.

Note. — When Items 2) and 3) are not otherwise stated, maximum voltage shall be less than 20 V, and measured resistance

shall be greater than 20 MQ.
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8.2.2 Epreuve de tension
Objet :

Constater que ’application d’une tension élevée entre deux ou plus de deux sorties spécifiées ne

provoque pas de claquage ou de surintensités ni ne compromet le fonctionnement de I'oscilla-
teur.

Circuit d’essai :

Figure 5, page 100.

Méthode :

La tension spécifiée est appliquée entre les sorties désignées. Il ne dpit y aveir ni-anorgage d’arc
ni preuve de claquage. Des essais sont effectués ensuite pour s’assir le-tductionnement de
l'oscillateur n’a pas été compromis.

Précautions :

Il convient de n’appliquer la tension qu’aux sorties larité lorsque
celle-ci est spécifiée. La valeur de la tension appli Y , hr spécifiée et
I'intensité ne doit pas pouvoir dépasser la yaleur maxims rvation d’une
quelconque des recommandations ci-dessu§ pé < du dispositif
essayé.

Conditions spécifiées :

1) sorties;
2) tension maxi
3) résistanc
4) intensité

trée pour un
fonctiotinementde l'oscillateur (et de I'enceinte, si applicable) dans des conditiond spécifiées.

Circuit d’essai:

Figure 6, page 101.

Méthode :

L’oscillateur, la charge électrique et I’alimentation (ou les alimentations) sont connectés comme
il est montré, et la tension (ou les tensions) et 'intensité (ou les intensités) sont contrdlées en
permanence a 'aide d’appareils de mesure convenables. La puissance d’entrée est calculée a partir
des valeurs relevées de tension et d’intensité:

P=VxI
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8.2.2 Voltage proof

Purpose :

To determine that the application of a high voltage between two or more specified terminals will
not produce electrical breakdown or excessive current, or otherwise impair the performance of the
oscillator.

Test circuit:

Figure 5, page 100.

Procedure :

The [specified voltage is applied between the designated terminals. There shall be n arcing
other gvidence of breakdown. Following this test, operational tests shall be garie
that the oscillator performance has not been impaired.

Precautions:

Voltpge should be applied to the specified terminals only, and polarit
stated.|The applied voltage should not exceed the specified

hge
to the flevice under test.

Specifigd conditions :

The ffollowing test conditions shall be specification:
1) tesf terminals;
2) magimum applied voltage s
3) soufce resistance;
4) maj
5) pre

8.2.3 Input

Purpos
To d voltage and input power requirements to the oscillator (and oven, wlen
applicaple) whenm o perating under specified conditions.

Test cirfuit:

Figure 6, page 101.

Procedure :

Oscillator, electrical load, and power supply(ies) are connected as shown, and supply voltage(s)
and current(s) monitored with suitable meters. Input power is calculated from the measured
values of voltage and current:

P=VxI
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Lorsque la puissance d’entrée doit étre mesurée a une température différente de la température
de référence, le dispositif a essayer est placé dans une chambre climatique convenable. Les

mesures a chaque valeur spécifiée de température sont effectuées aprés un fonctionnement
continu d’'une durée de stabilisation spécifiée a cette température.

Dans le cas d’un oscillateur a quartz en enceinte a température régulée (OCXO), la puissance
d’entrée de créte et la puissance d’entrée en régime permanent peuvent étre spécifiées. Si la
puissance de créte est spécifiée, les valeurs transitoires de tension et d’intensité sont mesurées
pour chaque température spécifiée a laquelle la chambre climatique est ajustée. Aucune mesure
de puissance de créte n’est effectuée avant que l'oscillateur et 'enceinte, non alimentés, n’aient
atteint I’équilibre thermique a la température de mesure.

Précautions :

1) Lorsque la circulation forcée d’air a une influence sur la puissa
peut simuler les conditions d’air calme en utilisant un écran
paragraphe 8.1.7.

d’entréade lpscillateur, on
dlescription du

2) Si 'on doit mesurer la puissance de créte, il peut ¢ : Al jser [des appareils
i i une définition
suffisante les valeurs transitoires.

3) Pour la mesure de la puissance de créte, il
mesures effectuées a d’autres températur
de temps thermique grand
enceinte a essayer.

ilisée pour les
de référence ait une constante
ignificative a celle d¢ l’oscillateur/

Conditions spécifiées :

Les conditions d’essai suivaites ' preserite
1) tensions d’alimentation ;

sont effectuées les mesures. Sauf spécification diffé-
au point de référence de la surface du boitier de

équence de sortie d’un oscillateur piloté par quartz dans des fonditions de
fonctio ent spécifiées. 11 convient d’utiliser les méthodes de mesure décritds chaque fois
que la fréquence d’un oscillateur doit étre déterminée. Deux méthodes sont présefitées, le choix

de Tune ou de I'autre ¢tant fonction de ta précision avec taquetteta—fréquence doit €tre
déterminée.

A. Mesure de la fréquence pour des tolérances supérieures ou égales a 1 X 1077
Circuit d’essai :

Figure 7a, page 102.
Méthode :

Le circuit étant réalisé selon la figure, I'oscillateur est placé dans les conditions de fonctionne-
ment spécifiées jusqu’a stabilisation. La fréquence est alors mesurée a I'aide du compteur de
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When input power measurements are to be made at other than the reference temperature, the
device under test shall be placed in a suitable environmental chamber. Measurements at each
specified value of temperature shall be made after continuous operation at that temperature for
the specified stabilization time.

In the case of oven controlled crystal oscillators (OCXO), both peak and steady-state input
power may be specified. If peak power is specified, the transient values of voltage and current shall
be measured when the environmental chamber is adjusted to each of the specified temperatures.
The oscillator and oven shall be allowed to reach thermal equilibrium at the operating tem-
perature, while unenergized, prior to any measurement of peak power.

Precautions :

1) Where input power to the oscillator will be affected by forced air circulatiop, still air cepditipns

may be simulated by use of a draught shield as described in Sub-clausg

2) If geak power is to be measured, it may be necessary to use r¢cordi the
mepsurement of voltage and current in order to determing i \ i ate
resplution.

3) Th¢ environmental chamber used for measurement S : ence temperature
Sthd have a thermal time constant significantly l¢ S ing
mehsured, when peak power is to be

Specified conditions :

The
1) poywer supply voltage
2) load details;
3) texperature(s) at

temperatur
pad
4) stapili

¢ performed. Unless otherwise stated, [the
int temperature on the surface of the oscillator

Note. —
8.2.4 OQutp
Purpo

To meas ing
condit an
oscillaforis fo be determined. Two methods are given, the choice depending upon the precisio11 to

b 1 1 e . i M - 1
which thedetermmationr stobenrade:

A. Frequency measurement for tolerances greater than or equal to 1 X 10~7
Test circuit:

Figure 7a, page 102.
Procedure :

The oscillator shall be connected as shown and allowed to stabilize under specified operating
conditions. The frequency shall then be measured with the frequency counter, using either a direct
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fréquence, soit selon une mesure directe de fréquence, soit selon une mesure de période moyenne.
Des durées de 0,1 s a 10,0 s sont normalement nécessaires pour obtenir la précision de mesure
requise. Généralement, il est pratique d’utiliser la méthode de mesure de la période moyenne pour
les fréquences inférieures a environ 5 MHz.

B. Mesure de la fréquence pour des tolérances inférieures d 1 X 10~7

Circuit d’essai :

Figure 7b, page 102.

Méthode :

Le circuit étant réalisé selon les indications de la figure, 'oscillate
de fonctionnement spécifiées jusqu’a stabilisation. Un facteur de
choisi de fagon a permettre la mesure avec la précision spé

déterminé dans la gamme de 0,1 s & 10,0 s.

Exemple :
al de 2,5 MHz avec une

a grande vitesse
e fréquence entre
erniere méthode

e de mesure

t afin qu’elles

rnant la charge;

3) ,prévisiow de la mesure de fréquence;
4) température(s) ambiante(s);

5) temps de stabilisation.

8.2.5 Caractéristiques fréquenceltempérature

Objet:

Etablir I'influence de la température sur la fréquence de sortie d’un oscillateur piloté par quartz.
Cette méthode peut &tre utilisée pour déterminer l'excursion totale de fréquence dans une gamme
spécifiée de températures de fonctionnement ou pour déterminer la fréquence de sortie a des
températures particuliéres spécifiées.
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frequency measurement or a period averaging method. Measurement times in the range of 0.1 s to
10.0 s will normally be required to obtain the required measurement precision. Period averaging
will generally be advantageous for frequencies below about 5 MHz.

B. Frequency measurement for tolerances less than 1 X 1077

Test circuit:

Figure 7b, page 102.

Procedure :

The|oscillator shall be connected as shown and allowed to stabilize under
conditfons. A frequency multiplication factor should be chosen which will pemi
the spgcified precision within a time interval in the range of 0.1 s to 100

Examjfe
To measure a 2.5 MHz signal to a precision of 1 X 10~8 wi
factor pf 4 is required.

Note. —| Alternative methods of measurement include the use ofhig Se { ! counters, as well as the use of
frequency or phase comparison systems t6\determine § da
known frequency derived from a frequericy sy s is hent
accuracies better than 1 X 1079.

Precautions :

Whi¢hever method of

1) Th¢ ent

to

4) ambient temperatire(s);
5) stathilization time

8.2.5 Frequency-temperature characteristics

Purpose :

To determine the dependence of output frequency of a crystal controlled oscillator upon
temperature. This test method may be used to determine the fotal frequency excursion over a
specified operating temperature range, or to determine the output frequency at specified particular
temperatures.
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Circuit d’essai :

Figure 8, page 103.

Méthode :

Le circuit étant réalisé selon les indications de la figure et l'oscillateur n’étant pas alimenté, on
laisse la chambre climatique atteindre I’équilibre thermique a la température la plus basse
spécifiée. L’oscillateur est alors mis sous tension; a la fin de la durée de stabilisation spécifiée, la
fréquence et la température sont enregistrées selon une méthode de mesure de la fréquence

conforme au paragraphe 8.2.4.

La température de la chambre climatique est élevée palier par palier (ou de fagon continue a un

taux spécifi€), Ie temps de stabilisation spécifié étant observé & chagq

Note. — Pour certaines applications, il peut étre requis de déte
fréquence/température, cette derniere étant établie en prémj
minimale a une valeur maximale, ensuite lorsqu’elle déé
différences ainsi obtenues de la caractéristique song désignée
hystérésis et ont une importance particuliere dans

Précautions :

1) Lorsque la circulation forcée

peut simuler les conditions isant un écran pare-vent.

puissance d’entrée de 1’

Conditions spécifiées :

. caractéristique
foit d’une valeur
ir minimale. Les
ilit¢ ou le terme

scillateur, on

température
tion particu-

températures
5 °C avec un
e la chambre

h Poscillateur

hr garantir un
spécification
érature entre
0.

Les conditions d’essai suivantes sont prescrites dans la spécification particuliere:

1) tension(s) d’alimentation;

2) détails concernant la charge;

3) gamme de températures d’essai;

4) taux maximal de variation de température, ou
5)
6)

autres éléments conformément a la spécification particuliere.

paliers de température et temps de stabilisation pour la méthode de mesure par paliers;
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Test circuit:

Figure 8, page 103.

Procedure :

The unenergized oscillator shall be connected as shown, and the environmental chamber
allowed to reach equilibrium at the lowest specified temperature. The oscillator shall then be
energized; after the specified stabilization time, frequency and temperature shall be recorded,

using a frequency measurement method in accordance with Sub-clause 8.2.4.

The test chamber temperature shall then be raised in incremental steps (or ramped at a specified

rate) dllowing the specified stabilization time at each temperature setting.
Conftinuous recording of temperature and frequency during this test may j

ensurg that the frequency never exceeds specified tolerances.

Note. — In some applications, it may be required to determine the reproducibility o
aXimum) ther déc

minimum. Differences in the characteristics obtained during increas
retrace errors, or hysteresis, and are of particular importance whe

Precations :
1) Where input power to the oscillator willge affecte airdirculation, still air condit
ma

2) Fof ramped temperature_tests ' ! f temperature should be less t

3) If gpecific temrperatyres are
steps shoul .

ironmental test

ng and ere tempexatures are ¢

r to

ture
i to
hlled

ons

han

ntal
of

ate
e of
XO

Specified conditions :

The following test conditions shall be stated in the detail specification:
1) power supply voltage(s);
2) load details;
3) temperature test range;
4) maximum rate of change of temperature, or
5) temperature steps and stabilization time for incremental method of measurement;
6) other items in accordance with the detail specification.
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8.2.6 Coefficient de charge de la fréquence

Objet :

Mesurer la variation de la fréquence de sortie en fonction de la variation de charge (voir
paragraphe 3.18).

Meéthode :

ATaide d’un systéme de mesure de fréquence semblable a celui du paragraphe 8.2.4, mesurer la
fréquence de sortie d’un oscillateur, aux conditions de charge nominales spécifiées, aux conditions
de charge minimales et aux conditions de charge 'maximales, tous les autres paramétres de
fonctionnement étant maintenus constants a leurs valeurs spécifiées.

Circuit d’essai :

Figure 8, page 103.

Précaution :

Toutes les liaisons aboutissant aux sorties de 1’0s¢i
€tre comprises dans la valeur totale de la charge

ence doivent

Conditions spécifiées :

3) limites minimale et maxim
4) fréquence nominale;

re les effets des

variation de

e-dPun systeme de mesure de la fréquence semblable a celui du paragraphk 8.2.4 et en
maintenant tous les autres paramétres de fonctionnement a leurs valeurs spécifiées, mesurer la
fréquence de l'oscillateur alors que la tension d’alimentation est réglée a sa valeur nominale
spécifiée, a sa valeur minimale et a sa valeur maximale. Dans tous les cas, on tient compte de
temps de stabilisation spécifié¢ entre le réglage de la tension et le mesurage de la fréquence.

Précautions :

Une excursion transitoire de fréquence peut survenir immédiatement aprés que 'on eut réglé la
tension d’alimentation, en particulier si 'oscillateur a essayer est du type OCXO ou TCXO. Si la
grandeur de cette excursion transitoire est d’une certaine importance, il convient d’utiliser des
appareils de mesure enregistreurs pour relever I'excursion de fréquence et de spécifier séparément
I’écart maximal admissible pendant la durée de Pexcursion.
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8.2.6 Frequency load coefficient

Purpose:

To measure the change in output frequency as a function of change in load (see Sub-clause
3.18).

Procedure :

Using a frequency measuring system as in Sub-clause 8.2.4, measurements of oscillator output
frequency shall be made for the specified nominal load conditions, minimum load conditions and
maximum load conditions, all other operating parameters being maintained constant at their
specified values.

Test ciycuit :

Figyre 8, page 103.

Precauftion:

Any| connections made to the output terminals of the oscillafor to be

includgd in the total electrical load value.

Specifipd conditions :

The[following test conditions shall be/sta
1) power supply voltage(s);
2) nominal load (resistance and reactance s
3) migimum and maximum load limits;
4) nomninal frequency;

5) stabilization time.

Note. —|The use of an acc
temperature changg

ency volta; cae)

Purpoge :

8.2.7 Freqy

To d ver

all
be
made when the power supply voltage is adjusted to its specified nominal value, to its minimum
value and to its maximum value. In all cases, the specified stabilization time shall be allowed
between adjustment of supply voltage and measurement of frequency.

Precautions :

A transient frequency excursion may occur immediately after adjustment of the power supply
voltage, particularly if the device under test is either an OCXO or TCXO type. If the magnitude of
this transient excursion is of importance, recording type meters should be used to record the
frequency excursion, and the maximum permissible deviations during the transient interval should
be separately specified.


https://iecnorm.com/api/?name=89278ab878ec3d9c25e581ef1c5a8c6a

8.2

— 38

L’utilisation d’'une chambre d’essai climatique peut étre nécessaire pour maintenir la tempéra-
ture ambiante a sa valeur spécifiée pendant I'exécution de cet essai.

Conditions spécifiées :

Les conditions d’essai suivantes sont prescrites dans la spécification particuliere:
1) charge nominale;
2) température (si elle est différente de la température de référence);
3) tension(s) d’alimentation nominale(s) ;
4) tensions d’alimentation minimale et maximale;
5) temps de stabilisation.

.8 Stabilité de la fréquence lors d’une variation transitoire de la tempeér

Objet:

Mesurer le temps de réponse thermique et le dépassexient de i sitoire de la

Circuit d’essai:

Figure 8, page 103.

Méthode :

cha climatique et est maintenu non alimenté jusqu’a ce qu’il

L’oscillateur est placé dans 1

la chambre climatique au taux spécifié jusqu’a atteindre
s de sortie de l'oscillateur et la température de la chambre
éfépénce) sont enregistrées de fagon continue penidant et aprés
ir un tracé des variations de fréquence et de|[température

de IMexcursion transitoire peut &tre spécifié soit sous la forme d’upe fraction de
nomvnale (c’est-a-dire que le dépassement recommandé ne dpit pas, etre
1077), soit en pourcentage du décalage en régime permaneny, c’est-a-dire
1it a la relation:

Fmax - Ffinale

dépassement (%) = X 100
Ffinale - Finitiale

b) Sauf spécification différente, le temps de réponse thermique est I'intervalle de temps entre
Iinstant ou la fréquence a varié de 10% de la variation totale et celui ol elle a atteint une
valeur dans les limites de 10% (de la variation) de la fréquence finale. Deux cas peuvent se
présenter, ainsi que le montre I'échantillon d’enregistrement de la figure 9:

1) lorsque le dépassement est inférieur a 10%, le temps de réponse thermique est égal a
t, — t, min. ’

2) lorsque le dépassement est égal ou supérieur & 10%, le temps de réponse thermique est égal
at,; — t; min.
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The use of an environmental test chamber may be required to maintain the ambient
temperature at its specified value during the performance of this test.

Specified conditions :

The following test conditions shall be stated in the detail specification:

1)
2)
3)
4)
5)

8.2.8 Frequency stability with thermal transient

Purpode :

Test circuit:

To Teasure the thermal response time and overshoot of the transien
oscilla

nominal load;

temperature (if different from the reference temperature);
nominal supply voltage(s);

minimum and maximum supply voltages;

stabilization time.

or, resulting from a specified temperature change.

Figure 8, page 103.

Procedure :

The ntal chamber and allowed to reach
equilifrium at the specifig iti : . oscillator shall then be energized pnd
allowed to stabilize for the ifigd ti nte Pr'/normal operating conditions. At the gnd
of this|period, the envil 3 orature shall be changed at the specified rat¢ to
the finpl temperature Xs. SCh frequency and the environmental temperature|(as
measufed at the e poi \ & cotinuously recorded during and after this operatjon,
resulting in a plot of b nge and temperature similar to that in Figure 9, page 104,
from which the ¢ ; % ¢ time apd the overshoot may be determined.

a) Th e, tra it excursion may be specified either in fractional parts of [the
nomif 1.8\ the vvershoot should not exceed 2 X 10-7), or as a percentage of|the
ste fset, i.e. according to the relation:

overshoot (0/g) — Fmax — Fﬁnal 100
overshoot-(Ye) <100
F final — 4 initial
b) Unless otherwise specified, the thermal response time is the time interval between the instant

the frequency has changed 10% of the overall change, and the instant the frequency has
attained a value within 10%o (of the change) of its final frequency. There are two possible cases,
as shown by the sample recordings in Figure 9:

1) when the overshoot is less than 10%, the thermal response time is equal to £, — ¢; min.

2) when the overshoot is equal to or greater than 10%o, the thermal response time is equal to
t; — 1 min.
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Précautions :

1) Le capteur de température doit étre mis en position de fagon a enregistrer la température du
point de référence 4 'emplacement spécifié. L’emplacement du capteur et la pente de la
température doivent étre définis avec exactitude afin d’obtenir des résultats reproductibles.

2) La constante de temps du systéme de mesure de la fréquence (qui peut &tre soit analogique,
soit numérique) doit étre faible, comparée au taux maximal de variation de fréquence présenté
par loscillateur a essayer.

Conditions spécifiées :

Les conditions d’essai suivantes sont prescrites dans la spécification particuliere:
1) tension d’alimentation;
2) détails concernant la charge;

mpérature du

phe 3.11). La
fraction de la

du systeme de

Note. — Sa spécification différente, la gamme d’ajustage de la fréquence s’étend entre les limj[es de la gamme
disponible.

8.2.10 Caractéristiques de retragabilité

Objet:

Vérifier la possibilité de revenir, a la suite d’une période de stockage dans des conditions de
non-fonctionnement, dans les limites spécifiées de la fréquence stabilisée antérieurement.
Note. — L’expression « caractéristique de retragabilité » a une signification différente lorsqu’elle est utilisée dans le cas du

fonctionnement des TCXO, comme indiqué au paragraphe 8.2.5. La présente mesure est généralement spécifiée
pour les OCXO ou PXO.
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Precautions:

1) The temperature sensor should be positioned so as to record the reference point temperature
at the specified location. Both sensor location and temperature ramp must be accurately
defined in order to obtain reproducible results.

2) Response time of the frequency measuring system (whether analogue or digital) must be short
compared with the maximum rate of change of frequency exhibited by the oscillator under

test.

Specified conditions :

The following test conditions shall be stated in the detail specification:
1) power supply voltage;
2) loadl details;
3) initjal and final reference point temperatures, and the rate of change/0f\ referenc@-pqint
temperature for purposes of test;
4) pretise location of temperature sensor reference point.

8.2.9 Frequency adjustment andlor settability

Purpose:

Sub-clause 3.11). The
deviation from nomijnal

To theasure the range andlor settabilit
frequepcy adjustment range will norm4
frequepcy (i.e. £1 X 10~* minimum).
Test cifcuit:

Figure 7, page 102.

Procedure : )
Usigg a freq desefibed in Sub-clause 8.2.4, the output frequency
shall be measured~a ont conditions.

Specifi

The ying te i all be stated in the detail specification:

Unless otherwise specified, the frequency adjustment range shall normally be taken as the extremes of the rhnge
available.

8.2.10 Retrace characteristics

Purpose :

To measure the ability of an oscillator to return to within specified limits of a previously
stabilized frequency, following a storage period in an unenergized condition.
Note. — The term “retrace characteristic” has another meaning when used in connection with the performance of '

TCXO’s, as stated in Sub-clause 8.2.5. The measurement described here is usually specified for OCXO’s or
PXO’s.
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Circuit d’essai :
Figure 10, page 105.

Cet essai nécessite que toutes les conditons de fonctionnement de la période préliminaire de
stabilisation soient notées et soigneusement reconstituées aprés la période de stockage sans
tension.

Note. — Cet essai n’a pas pour objet de déterminer le temps de stabilisation apres mise en fonctionnement (paragraphe

8.2.17), paramétre qui se rapporte généralement a des périodes plus courtes, avec des tolérances beaucoup plus
larges.

Méthode :

L’oscillateur est placé, non alimenté, dans la chambre climatique et la température est

TTAIMtETue 4 UNe Valeur Specifiee. L oscillateur est mis sous fension’ et tous les.darametres de

105, qui doit

étre superleure au temps de stabilisation), la frequence de > La tension
d’alimentation est alors supprimée et I'oscillateur est sou a te stockage pendant
une duree ts spec1flee Alafindela perlode de stocka : ioi{allk ion et de nouveau

ps de retrdcabilité t, est
a fréquence de sortie est
arrét de l'oscillateur.

limatique, un
e P'oscillateur
. Ce temps de stabilisation (dans des condi-
e une partie de la période dg stockage z,.

de celle de la

5 5 : ateur, la tolérance
de la temperamre de stockage peut &tre beaucoup plus grande que celle de la température de mesure, dont la
valeur typique est 25 + 0,5 °C.

8.2.11 Tension de sortie de 'oscillateur

Objet :

Mesurer la tension de sortie de l'oscillateur en fonctionnement dans des conditions spéci-
fiées.
Circuit d’essai:

Figure 12, page 106.
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Test circuit:
Figure 10, page105.

For purposes of this test, all operating conditions during preliminary stabilization should be
carefully noted, and accurately restored after the specified unenergized storage period.

Note. — This test is not to determine stabilization time (Sub-clause 8.2.17) which generally refers to shorter periods of
time and considerably wider tolerances.

Procedure:

The unener glzed osc1llator shall be placed in the env1ronmenta1 chamber and the temperature
maintajr 5 S cIIe e atig~param
adjuste]
Follow
stabilizhtion time), the output frequency shall be recorded. The oscrllato is
allowed to assume the storage temperature for the specified time pér
storage| period, power is again applied, and frequency recorded as a
time t, i
return

Precaulions:

If thg ate
time nj 19Y%
measufement before any measurement ta K ; thi ilizati i in|an
unenergi

Specifigd conditions :

The followin
1) power supply volse
2) load details;
3) me

Note. — Prov151on is given for a separate specrflcatlon of measurement temperature and storage temperature as, altho ugh

than that of the measurement temperature whrch would typlcally be 25 +0 5 °C

8.2.11 Oscillator output voltage

Purpose :

To measure the output voltage of the oscillator when operating under specified conditions.

Test circuit :

Figure 12, page 106.
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Meéthode :

Le circuit est réalisé conformément 2 la figure 12, page 106. La tension de sortie est enregistrée
de fagon continue et doit se maintenir dans les limites spécifiées dans toute la gamme d’ajustage
disponible de fréquence. Cette mesure est effectuée normalement 25 °C mais il peut étre spécifié
qu’elle soit faite dans la gamme compléte de températures de fonctionnement.

Valeur efficace de la tension :

La valeur efficace de la tension de sortie est mesurée aux bornes de la charge a I'aide d’un
voltmétre électronique.

Valeur créte a créte de la tension :

La valeur créte a créte de la tension de sortie est mesurée aux borres de 1 charge a I’aide d’'un

oscilloscope.
Précaution :

signalé que la
mesure est faite a 'aide d’appareils ne fonctionrant “pa : ~ pleur efficace
vraie ».

Conditions spécifiées :

Les conditions d’essai suiva

es conditions

braphe 8.2.11

e de sortie est calculée a partir de la valeur efficace de la tension de $ortie et de la
‘impédance de charge ou, en variante, peut étre lue directement sur up appareil de

UiSSance approprie. Dans le cas de forme d’onde non sinusoidale, il est recommandé
de mesurer la puissance de sortie par lecture directe sur un appareil de mesure de la puissance ou
au moyen d’un voltmetre de valeur efficace vraie.

valeur de

8.2.13 Impédance de sortie de Uoscillateur

Objet:

Déterminer I'impédance de sortie de l'oscillateur en fonctionnement dans des conditons
spécifiées.
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Procedure :

The oscillator circuit is connected as shown in Figure 12, page 106. The output voltage is
monitored and shall remain within the specified limits over the range of any frequency adjustment
available. This measurement is normally performed at 25°C, but may be specified over the
operating temperature range.

R.M.S. voltage :

The r.m.s. output voltage shall be measured across the load with an r.f. voltmeter.

Peak-to-peak voltage :

The [peak-to-peak output voltage shall be measured across the load with an Oscilloscope.

Precau]:on N

For
output [voltage as read on meters not working on the ““true r.mp

Specifiad conditions :

The following test conditions shall be stg
1) power supply voltage ;
2) load details;

3) stafilization time.

8.2.12 Oscillator output po

Purposgq :
To mleasure the o
Procedi

The n
voltage).

ut

The ¢utput powe ad
impedahce or, alternatively, it may be read directly from an appropriate power meter. In the cdse

of non-sinusetdat-waveforms;themeasurementof vutput power shoutd always be performed by a
direct reading power meter or by means of a “‘true r.m.s.” reading voltmeter.

8.2.13 Oscillator output impedance

Purpose :

To determine the oscillator output impedance when operating under specified conditions.
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Circuit d’essai :

Figure 12, page 106.

Méthode :

L’oscillateur est introduit dans le circuit de la figure 12 et 'impédance de sortie est déterminée
de la fagon suivante:

1) charger l'oscillateur avec une résistance de précision Ry (non réactive 4 +1%), inférieure de
10% a la valeur spécifiée de la charge;

2) mesurer la tension de sortie Vi ;

3) charger I'oscillateur avec une résistance de précision R, (non réactive a +1%), supérieure de
10% a la valeur spécifiée de la charge;

4) mesurer la tension de sortie Vi,

5) calculer I'impédance de sortie:

Conditions spécifiées :

Les conditions d’essai suivantes sont prescrifes dansNa Spégification particuliere
1) tension d’alimentation;
2) détails concernant la charge

Objet:

-Déterminer la ¢ “sortie de l'oscillateur en fonctionnement dans des

conditions s

1 de sortie est

Forme d’onde de 'impulsion de sortie

a) Temps de montée et de descente (voir paragraphes 3.32 et 3.33)
Les temps de montée et de descente de I'impulsion de sortie de I'oscillateur sont mesurés sur
l'oscilloscope. Les mesures sont effectuées sur les flancs de début et de fin d’impulsion aux
points 10% et 90% par rapport a la portion plate du niveau d’amplitude maximal.

Dans cette mesure, un dépassement est négligé si sa créte n’excéde pas les limites spécifiées
pour les niveaux en régime permanent ou si la cause de dépassement peut &tre reliée aux
inductances externes a l'oscillateur et a Poscilloscope. Lorsque des précisions plus grandes sont
requises, la formule de correction suivante est appliquée:
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Test circuit:

Figure 12, page 106.

Procedure :

The oscillator is connected as shown in Figure 12 and the output impedance determined in the

following manner:

1) load the oscillator with a precision (1% non-reactive) resistor R , equal to the specified load

minus 10%;
2) measure output voltage V' ;

3) load the oscillator with a precision (+ 1% non-reactive) resistor Ry equal to the specified load

plus 10%;

4) megsure output vottage V43
5) caldulate output impedance:

RLRy (Vu—-W)
V. Ry—Vy RL

Specified conditions :

The |following test conditions shall be stated in the deja
1) power supply voltage;
2) load details.

8.2.14 Osciflator output waveform

Purposg :

To determine the oscillats

Test cifcuit: Q

Figure 12.

Procedure :

The |oscillator is connested as’Shown in Figure 12 and the output waveform displayed on

oscillose

For

deternjined in"theolléwing manner (see Figure 3, page 99).

operating under specified conditions.

the

be

Output pulse waveform

a) Rise and decay times (see Sub-clauses 3.32 and 3.33)

The rise and decay times of the output pulse of the oscillator shall be measured with an
oscilloscope. Measurements are made on the leading and trailing edges at the 10% and 90%

points as referenced to the flat portion of the maximum amplitude level.

Overshoot shall be disregarded in this measurement if its peak does not exceed the limits
specified for the steady-state levels, or the cause for the overshoot can be traced to inductances
external to the oscillator and oscilloscope. Where higher accuracies are required, the following

correction formula shall be used:
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= V3 - )?

ou

t; = temps de montée ou descente mesurée

t, = temps de montée ou descente de I'oscilloscope
t, = temps réel

b) Durée de I'impulsion (voir paragraphe 3.31)
La durée de I'impulsion de I'oscillateur est mesurée a I’aide de I'oscilloscope. Sau

f spécification

différente, les mesures sont faites au niveau 50% par rapport au niveau d’amplitude

maximal

c) Symétrie
La symétrie de I'impulsion ou de I'onde carrée de la forme de

mesurés.

Formes d’onde quasi sinusoidales

La figure 13c présente une\forme Ronde
(conduisant a ude dissymétrie) \elle peut étre

pécifiée par une limite maximale d

gs états hauts et bas de la sortie peuvent etre spéci

Les conditions d’essai suivantes sont prescrites dans la spécification particuliere}:

scillateur peut
aescente sont

ymétrique. La
e d’onde ainsi

aire excessive
c t1/t2.

e forme d’onde typique du signal de sortie d’up oscillateur a

fices ainsi que
Vwur ait une
le temps de
ravail soit de

b
=7

1\ i M L als VP S
1! LUIISIVITN U AllllivIiitativill 9
2) détails concernant la charge.

Note. — Dans le cas de niveaux de sortie logique, la charge spécifiée peut étre un dispositif de diodes,
entrées paralléles d'un certain nombre de portes logiques.

8.2.15 Couplage entre sorties

Objet :

etc., simulant les

Mesurer le couplage entre acces de sortie d’un oscillateur 4 deux ou plus de deux sorties.
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Ia= V (ti)z_'(ts)2

where:

t; = measured rise or decay time
t, = oscilloscope rise or decay time

t, = actual time

b) Pulse duration (see Sub-clause.3.31)

The pulse duration of the oscillator shall be measured with the oscilloscope. Unless otherwise
specified, measurements are to be made at the 50% level as referenced to the maximum

amplitude ICVvEL.

c) Symmetry
The| symmetry of the pulse or square wave output waveform fro

spedified and shall be determined at the time that the rise and degcay %

Quasi-Jinusoidal waveforms

Figuj
to-peal
illustra

Figui
voltage] limit V y;,.

Figure 13c illustrates a
asymmetry) and may be sgecitie

Logic level outputs;
Figure 14, pa@
output| The values of
of the ¥ i
0.25 V|

50 £ 5

Specifie

The following test conditions shall be stated in the detail specification:

be

k-
as

y a

gic
hils
be
be

1) power supply voltage;
2) load details.

Note. — In the case of logic level outputs, the specified load may be an arrangement of diodes, etc., to simulate the parallel

inputs of a number of logic gates.

8.2.15 Re-entrant isolation

Purpose :

To measure the isolation between output ports of an oscillator having two or more outputs.
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Circuit d’essai :

Figure 15, page 107.

Méthode :

L’oscillateur est introduit dans le circuit de la figure 15.

1) Les acces entre lesquels le couplage entre sorties est mesuré sont reliés par un court-circuit. Le
générateur de signal étant réglé pour fournir le signal incident de niveau et de fréquence
spécifiés, le niveau de ce signal est mesuré a 'aide d’un analyseur de spectre (ou d’un voltmetre
sélectif) a Pacces auquel il n’a pas été appliqué (ou a 'acces spécifié dans le cas d’un oscillateur
a multiples acces de sortie).

demment.

nt exprimé en

Précautions:
1) Les charges présentées a l'oscillateur sont une ; 189 impé de sortie du
générateur de signal, de I'impédance d’entrée ‘ du voltmeétre

2) On doit prendre soin d’éviter une surchagge : métre sélectif)

car elle entrainerait une ljriitation dy sip ; puplage entre
sorties.
3) Si la fréquence & laquelle I . - ies’est mesuré est une harmonique de la

fréquence de l'oscillateu
sous-estimée.

wplage entre sorties obtenue e$t une valeur
utilisable si le niveau de I’harm¢nique est trés
armonique du
r les mesures,
ut en laissant

giveau\du signal incident.

8.2.16 Efficacité de coupure des oscillateurs a porte

Objet :

Mesurer la réduction du niveau de sortie d’un oscillateur lorsque I’étage (les étages) de sortie est
(sont) coupé(s) par un signal de porte, I'étage oscillateur continuant a fonctionner.

Circuit d’essai:

Figure 16, page 108.
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Test circuit :

Figure 15, page 107.

Procedure :

The oscillator is connected as shown in Figure 15.

1) Ports between which the isolation is to be measured are shorted together. The level and
frequency of the re-entrant signal are set on the signal generator as specified. Using a spectrum
analyzer (or selective voltmeter), the level of this signal is measured at the port to which the
signal is not being applied (or in the case of oscillators with multiple output ports, it is

measured at the port specified).

2) The shorting link is removed. The output level is measured as before

3) THe ratio of the two signals measured with and without the shorting link

depibels) is the re-entrant isolation between the appropriate ports, a

Precatitions :

1) THe loads presented to the oscillator will be a combinatio
signal generator, the input impedance of the spectrum 2
any externally applied loads.

2) Care must be taken to prevent overloading of the spe
this will cause signal limiting and an_ 4

3) If
pe

08(
me¢

Specifi

The
1) poy
2) loa
3) mef
4) lev

e stated in the detail specification:

harmonic of the oscillator, thg
ed. However, if the harmonic lev

co 3
WI nt ¢ 8 _OVu al is high, it will be necessary to disable

din

the
and

) as

na
el is
bed.
the
ore

8.2.16 Output suppression of gated oscillators

Purpose:

To measure the reduction in output level of an oscillator unit when the output stage(s) is(are)

cut off by a gating signal, the oscillator stage remaining in operation.

Test circuit :

Figure 16, page 108.
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Méthode :

Le circuit est réalisé comme le montre la figure 16, page 108, et les essais sont effectués comme
suit:
1) Le sigﬁal spécifié nécessaire pour commander la mise en circuit de I'oscillateur est appliqué et
'on mesure, a Paide de I'analyseur de spectre, le niveau du signal de sortie a sa fréquence
fondamentale et 2 toute(s) fréquence(s) harmonique(s) spécifiée(s).

2) Le signal spécifié nécessaire pour commander la mise hors circuit de loscillateur est ensuite
appliqué et le(s) nouveau(x) niveau(x) de sortie est (sont) noté(s).

3) Lefficacité de coupure 2 une fréquence particuliere est le rapport, généralement exprimé en
décibels, entre les niveaux de sortie des états «en» et « hors» circuit.

Précaution:

On doit prendre soin d’éviter une surcharge de I’analyseur de sp rainerait une

1) tension d’alimentation;
2) détails concernant la charge;
3) fréquence(s) de mesure;

4) détails sur les signaux de pof

8.3.17 Temps de stabilisation
Objet :

Mesurer le, temy 1S S ¥f se stabiliser dans les limites spécififes, dans des

enté est placé dans la chambre climatique et la température gst réglée aux
iées. L’oscillateur est ensuite mis sous tension et la fréquence |de sortie est

eA7, page 108, présente une courbe typique de la fréquence de sortie aprg¢s application
dé la tension. Le temps de stabilisation ¢, est le temps au terme duquel la fréquence de sortie
atteint sa valeur a long terme dans la tolérance de fréquence spécifiée.

Conditions spécifiées:

Les conditions d’essai suivantes sont prescrites dans la spécification particuliere:
1) tension d’alimentation;
2) détails concernant la charge;
3) température(s) spécifiée(s);
4) tolérance de fréquence.

Note. — On spécifie généralement comme limites celles qui s’appliquent a la dérive de fréquence dans la gamme de
températures.
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Procedure :

The circuit is set up as shown in Figure 16, page 108, and the tests carried out as follows:

1) The specified signal necessary to gate the output of the oscillator ““ON”’ shall be applied, and
the level of the output at its fundamental frequency, and at any harmonic frequency(ies) as
specified, measured on the spectrum analyzer.

2) The specified signal necessary to gate the output of the oscillator “OFF shall then be applied,
and the new output level(s) noted.

3) The output suppression at a particular frequency is the ratio of the output levels in the “ON”’
and ““OFF” states, usually expressed in decibels.

Precai

Carl
limitin
Specif]

Thej
1) po
2) lod
3) md
4) de

8.2.17 Stal

Purpo
To

Proced

The

adjustg

registe

Figy
time ¢

ion:

e must be taken to prevent overloading of the spectrum analyzer ascthis
g and an apparent reduction in output suppression.

ed conditions :

following test conditions shall be stated in the detail s{
wer supply voltage ;

d details;

asurement frequency(ies) ;

ails of ““ON”’ and “OFF” gating signals.

ilization time

e .

measure the time taken fe il abilize within specified limits under st

1 be placed in the environmental chamber and the tempera
The oscillator shall then be energized and the output freque
meter as a function of time

is the time taken for the output frequency to reach its long-term value within the freque

bnal

hted

ure
ncy

ion
ncy

tolera

1ce specitied.

Specified conditions :

The

following test conditions shall be stated in the detail specification:

1) power supply voltage ;

2) load details;

3) specified temperature(s);
4) frequency tolerance.

Note. — It is usual to specify the limits as those applying to the frequency excursion over the temperature range.
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Exemple:

Pour un oscillateur dont Pexcursion maximale de fréquence est de =2 X 10-® dans la gamme de
températures, le temps de stabilisation est le temps au terme duquel la fréquence parvient dans ces
limites pour toute valeur de la gamme de températures de fonctionnement spécifiée.

8.2.18 Caractéristiques de modulation d’amplitude

8.2.18.1 Taux de modulation d’amplitude
Objet:

Mesurer le taux de modulation m d’un signal modulé en amplitude. L’essai A convient

particulicrement ¥ Une modutation deprofordeur importante;—ee cadant—que—'essai B est

appliqué pour une profondeur de modulation de 10% ou moins.

A. Taux de modulation compris entre 0,1 et 1,0

Circuit d’essai:

Figure 18a, page 109.

Méthode :

. Le signal de sortie de 'oscill % 8.8 i bdulation est
la trace de

Précaution :

e de mesure.

2

Cette mé m <Y¥.,1 en raison de sa faible exactitud

b

*cette méthode n’est pas affectée par la présence d’'une modulation de fréqyence.

B.) Taux~de modulation inférieur a 0,1

Cl:lbul:t d’cooui.
Figure 19a, page 109.

Méthode :

Le signal de sortie de l'oscillateur est appliqué a un analyseur de spectre réglé pour afficher le
spectre de fréquence dans la région de la fréquence de sortie de loscillateur, une échelle
logarithmique étant utilisée pour ’amplitude du signal, comme le montre la figure 19b, page 109,
ou:

f. est la fréquence de sortie de l'oscillateur

fm est la fréquence du signal modulant
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Example :

If an oscillator is specified to have maximum frequency excursion of +2 X 1078 over the
temperature range, then the stabilization time would be the time taken to come within these limits
at any specified operating temperature.

8.2.18 Amplitude modulation characteristics

8.2.18.1 Amplitude modulation index

Purpose :

To measure the modulation index m of an amplitude modulated signal. Test A is particularly
i . o . . , 0o

A. Modulation index greater than 0.1 and less than 1.0

Test cfrcuit:

Figpre 18a, page 109.

Proceflure :
Thg output signal of the oscillator shall be displayé : Q EX 1S
determined from the minimum and maximum awplr red from the oscilloscope frace

(see Higure 18b, page 109).

Precaution:

This method should 1o nent

accurycy.
Specified condz@

Th¢ followingtes§ ated in the detail specification:
1) pd

2) lo

3) frg al.

Notes 1 The\accurachf this method is unaffected by the presence of frequency modulation.
2 his e theohd id\for non-sinusoidal waveforms.
3 :

B. Modulationindek less than 0.1

Test circuit:

Figure 19a, page 109.
" Procedure :

The output signal of the oscillator shall be connected to a spectrum analyzer adjusted to present
a display of the frequency spectrum in the region of the output frequency of the oscillator using a
logarithmic signal amplitude scale, as shown in Figure 19b, page 109, where:

fo is oscillator output frequency

fm is frequency of modulating signal
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fo — fm estla bande latérale inférieure de la fréquence du signal
fo + fm estla bande latérale supérieure de la fréquence du signal

6-d
Taux de modulation m = 10 20 , (m <0,1), ou d est la différence, en décibels, entre le

niveau de la fréquence f, du signal de sortie de I'oscillateur et le niveau de I'une ou de I'autre des
bandes latérales.

Précautions :

1) On doit utiliser un analyseur de spectre de largeur de bande de fréquence intermédiaire
suffisamment faible pour obtenir une discrimination adéquate entre la sortie de I'oscillateur et
les signaux de bandes latérales.

causerait une
limitation du signal.

Conditions spécifiées :

Les conditions d’essai suivantes sont prescrites dans 1
1) tension d’alimentation;
2) détails concernant la charge;
3) fréquence du signal modulant.

e modulation de
ent une inégalité

Elgvée

rovoque soit des
e la modulation

blication d’un

Un générateur de signal fournissant un signal de modulation a 1a fréquence specifiée est relié
aux bornes « modulation» de I'oscillateur et la sortie, mesurée sur un oscilloscope ou un voltmetre
électronique, est réglée a I'amplitude spécifiée. Le taux de modulation du signal de sortie est
mesuré conformément au paragraphe 8.2.18.1.

En général, la sensibilité de la modulation d’amplitude est définie par le rapport

taux de modulation en pour-cent

tension créte a créte du signal de modulation

par exemple: «25%/volt a 1 kHz».
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fo — fu is lower sideband éignal frequency

fo + fm is upper sideband signal frequency

6-d
Modulation index m = 10720, (m < 0.1), where d is the difference between the oscillator
output signal frequency f, level and the level of either of the sideband signals in decibels.

Precautions :

1) A spectrum analyzer i.f. bandwidth, sufficiently low to provide adequate discrimination
between the oscillator output and its sideband signals, must be used.

2) Car
lim

tgpal
ting.
Specifi¢d conditions :

The [following test conditions shall be stated in the detail specificé
1) power supply voltage ;
2) loaf details;
3) frequency of modulating signal.
Notes 1. |— This method cannot readily be used if significant resultar(t frequepcy modulation is present (see Sub-clduse
8.2.19.1) usually causing the two sideband signals tg Be qual inpg de. The effect of the resulfant
frequency modulation on the spectrum pfiq isplay ma e by chodsing a high modulating signal
frequency

(frequency modulation index =
2. — This method cannot readily be used {f the(moduldtidy wavefotm is non-sinusoidal, whether becaus¢ of
harmonic content in thg modylating signa becausd, of“a.m. non-linear distortion (see Sub-cljuse

8.2.18.3).
8.2.18.2 Amplitude mﬁula'
Purpose :

apgﬁcI'

© Test cir

index ¢f the amplitude modulated signal resulting from the
Nto the external modulation terminal of the oscillator.

Figur

Proced

A sigmal generator providing a modulating signal at the specitied irequency shall be connected
to the external modulation terminal of the oscillator, and its output set to the specified amplitude
as measured by the oscilloscope or r.f. voltmeter. The modulation index of the output signal shall
be measured as described in Sub-clause 8.2.18.1. ‘

In general, the amplitude modulation sensitivity is defined as the ratio

modulation index in per cent

peak-to-peak modulating signal voltage

for example: ““25%/volt at 1 kHz”.
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Conditions spécifiées :

Les conditions d’essai suivantes sont prescrites dans la spécification particuliere :
1) tension d’alimentation;
2) détails concernant la charge;
3) fréquence de modulation;
4) amplitude du signal de modulation.
Note. — Cette méthode peut étre utilisée pour déterminer I'aptitude d’un oscillateur 3 n’étre pas influencé par une

ondulation dans la ligne d’alimentation, etc., en superposant un signal de modulation & la tension continue
d’alimentation.

8.2.18.3 Distorsion de la modulation d’amplitude (non-linéarité)

Objet:

Mesurer la distorsion résultant du procédé de modulation 4
non-linéarité de la caractéristique de transfert de modulation

quée par une

D).
Circuit d’essai :

Figure 21a, page 110.

Meéthode :

de fréquence
ir paragraphe
uence dans la
10, ou:

pestre pour un.affichage du spectre de fréq
de 'ostillateur somme dans la figure 21b, page 1

il de modula-
e modulation,

ées pard,, ds,

‘Précautions :

1) On doit prendre soin d’éviter une surcharge de I’analyseur de spectre, car elle causerait une
augmentation apparente de la distorsion de modulation.

2) Le signal de modulation doit &tre sinusoidal..

3) On doit utiliser un analyseur de spectre de largeur de bande de fréquence intermédiaire
suffisamment faible pour obtenir une discrimination adéquate entre la sortie de l'oscillateur et
les signaux de bande latérale.

Conditions spécifiées :

Les conditions d’essai suivantes sont prescrites dans la spécification particuliere:
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Specified conditions:

The following test conditions shall be stated in the detail specification:
1) power supply voitage;
2) load details;
3) modulating frequency
4) amplitude of modulating signal.

Note. — This method may be used to determine the immunity of an oscillator to power supply line ripple, etc., by
superimposing the modulating signal on the d.c. supply voltage.

8.2.18.3 Amplitude modulation distortion (non-linearity)

Purpose :

To easure the distortion resulting from the amplitude modulatign procéss\caused| by

non-linearity of the modulation transfer characteristic (see Sub-clause

Test cifcuit:

Figupe 21a, page 110.

Procedure :

the specified index (see Sub-clause 8.2.
oscillafor, and the spectrum analyzer is adj
the redion of the output frequency of the

fo is the oscillator output frequency
fm is th
fo - fm i
fo - 24 rm

fo—3

The
be expresse

100
1
1020

Precautions’:

1) Care must be taken to prevent overloading of the spectrum analyzer, causing an apparent
increase in modulation distortion.

2) The modulating signal must be sinusoidal.

3) A spectrum analyzer if. bandwidth sufficiently low to provide adequate discrimination
between the oscillator output and its sideband signals must be used.

Specified conditions :

The following test conditions shall be stated in the detail specification:
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1) tension d’alimentation;

2) détails concernant la charge;

3) fréquence du signal de modulation;
4) taux de modulation pour I’essai.

8.2.18.4 Réponse en fréquence de la modulation d’amplitude

Objet:

Mesurer la variation de sensibilité de la modulation d’amplitude a la suite de modifications de la
fréquence du signal de modulation.

Circuit d’essai :

Figure 20, page 110.

Méthode :

o tion|d’amplitude a
de la sensibilité de modulation,
atiefi a cette fféquence et la

Précaution :
Conditions spécifiées :
Les conditiogs d ntes s rescrites dans la spécification particuliers

3) fréquence
1 nheay

hement et de
suppression d’un oscillateur modulé en amplitude quand un signal de modulation} en impulsion

2

PR . 1:
D}}Ublll\/ wvol at}l_}ll\.lu\/.

Circuit d’essai :

Figure 22a, page 111.

Méthode :

Un générateur d’impulsions fournissant un signal de modulation de forme d’onde et de
fréquence de répétition spécifiées est relié aux bornes de modulation de I'oscillateur. Ce signal et
la forme d’onde de sortie de loscillateur sont affichés simultanément sur I'oscilloscope,
'amplitude créte a créte de la forme d’onde de sortie étant réglée pour avoir une valeur double de
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1) power supply voltage ;

2) load details;

3) modulating signal frequency;

4) amplitude modulation index for test.

8.2.18.4 Amplitude modulation frequency response

Purpose :

To measure the change in amplitude modulation sensitivity resulting from changes of the

frequency of the modulating signal.

Test cir¢uit:

Figurg 20, page 110.

Procedyre :

The amplitude modulation sensitivity at a specified reference
Sub-clapise 8.2.18.2, and the change in modulation sensitivity
between this and the modulation sensitivity at other specifi

Precautijon:

The modulating signal shall be sinusoidal.

Specifiefl conditions :

" The following test condit
1) powgr supply voltage;
2) load|details;
3) refefence (mo tiox
4) modpulation in

8.2.18.5 Pul

Purposq:

To njeasure. the
amplit;}ie-modulate d

¢y decay, turn-on, and turn-off times of the output waveform of
oscillator when a specified pulse modulating signal is applied.

Test circuit:

Figure 22a, page 111.

Procedure :

A pulse generator providing a modulating signal of specified waveform and repetition frequency
shall be connected to the modulation input terminal of the oscillator. Both this signal and the

output waveform of the oscillator are displayed simultaneously on the oscilloscope, with the
peak-to-peak amplitude of the output waveform adjusted to be twice that of the modulating
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celle du signal de modulation, comme le montre la figure 22b, page 111. Les parametres suivants,
exprimés en unités de temps, peuvent &tre déterminés sur les images superposées de 1’oscilos-

cope:

t; = décalage de déclenchement, intervalle de temps entre la valeur 50% du signal de modulation
et la valeur 50% de la forme d’onde de sortie, sur le flanc de début d’impulsion.

t, = temps de montée, intervalle de temps entre les valeurs 10% et 90% du flanc de début
d’impulsion de la forme d’onde de sortie (dans ’hypothése ol le temps de montée du signal

de modulation est négligeable).

ty = décalage de suppression, intervalle de temps entre la valeur 50% du signal de modulation et
la valeur 50% de la forme d’onde de sortie sur le flanc de fin d’impulsion.
ty; = temps de descente, intervalle de temps entre

> )

harmonique avec la fréquence de 'oscillateur.

Conditions spécifiées :

Les conditions d’essai suivantes sont presd
1) tension d’alimentation;
2) détails concernant la char

2

Unpénérateur de signal fournissant un signal de modulation de fréquence spécifig
bornes de modulation de I'oscillateur et a4 une boite de résistances a travers un tpransformateur

les valeurs 90% et 10%0 du flanc de fin

> =

otrletempsde-desgente du signal

afion particulierd:

amplitude et

nctionnement

be est relié aux

. 2 1 4 PR 849
blI‘ﬂd‘c, COHIIC 1T TTIOIIC Id IIFUIT £5.

Un oscilloscope (ou un voltmetre 4 courant alternatif convenable) est branché de facon a
mesurer soit le niveau du signal aux bornes de la boite de résistances (V;), soit le niveau du signal

de modulation (V,) a I'’entrée de 'oscillateur.

Le générateur de signal est réglé de fagcon que la tension du signal de modulation a I'entrée de

Poscillateur soit a la valeur spécifiée.

L’impédance d’entrée de modulation peut alors étre exprimée par:

7=

R

'

1
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signal, as shown in Figure 22b, page 111. The following parameters, expressed in units of time,
may be determined from the superimposed oscilloscope display:

ty = turn-on time, the time interval between the 50% value of the modulating signal and the 50%
value of the output waveform, at the leading edge.

t, = rise time, the time interval between the 10% and 90% values of the leading edge of the
output waveform (assuming that the modulating signal rise time is negligible).

t; = turn-offtime, the time interval between the 500 value of the modulating signal and the 50%
value of the output waveform, at the trailing edge.

ty = decay time, the time interval between the 90% and 10% values of the trailing edge of the

output waveform (assumineg that the mndnquing cignal fall time is npgligib—lﬁ/l
LY (=

Precauttion :

The [repetition rate of the modulating signal should not be harmoni tor

frequepcy.

Specified conditions :

The [following test conditions shall be stated in the dg
1) power supply voltage;
2) load details;
3) mddulating signal repetition rate ;
4) modulating signal waveform (rise and ds

8.2.18.6 Amplitude modulatiof:

Purpoge :

To I'xeasure '@M» ¢rnal modulation terminal of the oscillator when
operating under spe
Test cifcuit :

Figure 2
Proceaq

Asi erator providing a modulating signal at the specified frequency shall be connedted
to the fexternal modulation terminal of the oscillator and to a resistance box through a shielfled

transfdrmer_as shown in Figure 23

An oscilloscope (or suitable a.c. voltmeter) shall be connected so as to measuré either the signal
level across the resistance box (V) or the input level of the modulating signal to the oscillator
V).

The signal generator shall be adjusted so that the voltage level of the modulating signal at the
input to the oscillator is at the specified level.

The modulation input impedance may then be calculated as:

V2

Z = R

Vi
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Note. — La valeur de Z est déterminée directement a I'aide de cette méthode, que Z soit une résistance pure ou une
impédance complexe.

Précaution:

L’impédance de la boite de résistances doit étre non réactive a la fréquence de mesure
spécifiée.

Conditions spécifiées :

Les conditions d’essai suivantes sont prescrites dans la spécification particuliere:
1) tension d’alimentation;
2) détails concernant la charge;
3) fréquence du signal de modulation;
4) niveau d’entrée de modulation.

8.2.18.7 Modulation fortuite de fréquence d’un signal modulé en a

Objet :

Mesurer la valeur de I’écart de modulation for
amplitude.

d’un signgl modulé en

Méthode :

e paragraphe
bnformément

e partie de la

nhodulation de

antes sont prescrites dans la spécification particulicref:
de modulation;

8.2.1941 Excursion de fréquence de la modulation

Objet :

Mesurer ’écart de créte de variation de la fréquence d’une source (oscillateur) de signal modulé
en fréquence.

A. Ecart de créte supérieur a 100 Hz

Circuit d’essai :

Figure 24a, page 112.
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Note. — By this method, the magnitude of Z 1s determined directly, whether Z is a pure resistance or a complex
impedance.

Precaution :

The impedance of the resistance box must be non-reactive at the specified measurement
frequency.

Specified conditions :

The following test conditions shall be stated in the. detail specification:
1) power supply voltage;
2) load details;
3) modulating signal frequency;
4) modulation input level.

8.2.18.7 Incidental f.m. on an a.m. signal

Purpoge :

To measure the magnitude of the deviation of the incide
amplitpde-modulated signal.

Procedure :

The
The rq
metho

B.1.
.1,

Precay

The
from t
affect

to

Specifig
The

1) freg
2) mo

8.2.19 Freq

8.2.19.1 Frequency modulation deviation

Purpose :
To measure the peak frequency deviation of a frequency modulated signal source (oscilla-

tor).

A. Peak deviation greater than 100 Hz

Test circuit:

Figure 24a, page 112.
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Méthode :
Le circuit d’essai est établi comme indiqué et 'écart de créte du signal de sortie est mesuré a
I'aide d’un appareil de mesure de la modulation de fréquence.
Précautions :

Lorsqu’on mesure des signaux de tres haute fréquence a faible écart de créte de fréquence, il
peut étre nécessaire d’utiliser un oscillateur local asservi en phase a une source a faible
composante incidente de modulation de fréquence (par exemple un oscillateur & quartz) afin de

réduire I’écart dii au bruit de modulation de fréquence.

Conditions spécifiées :

Les conditions d’essai suivantes sont prescrites dans la spécific
1) tension d’alimentation;
2) détails concernant la charge;
3) détails concernant le signal d’entrée de modulation.

iQn particuliere]:

of
fm

Note. — Indice de modulation de fréquence g=

ol Of est Pécart de créte réel d’excursion de pee du signal de mddulation.

B. Ecart de créte inférieur 4 100H.

Circuit d’essai:

Figure 24b, page 112.

Méthode :

L’écart de
afin

al est amplifié par multiplication de fréquende (voir note 2)
sn d’un appareil de mesure de la modulation|de fréquence.

écart de créte mesuré

facteur de mutliplication '

pésure des signaux de tres haute fréquence a faible écart de créte de fréquence, il
¢ nécessaire d’utiliser un oscillateur local asservi en phase a une spurce a faible
ante incidente de modulation de fréquence (par exemple un oscillateur| a quartz) afin

de réduire I'écart di au bruit de modulation de fréquence.
2) La plupart des oscillateurs sont, dans une certaine mesure, susceptibles de présenter une

ondulation provoquée par la tension d’alimentation; il convient de s’assurer soigneusement
que les variations de la tension d’alimentation n’affectent pas la mesure de I’écart de créte
lorsqu’on mesure des signaux a faible taux de modulation.

Conditions spécifiées :

Les conditions d’essai suivantes sont prescrites dans la spécification particuliere:
1) tension d’alimentation;
2) détails concernant la charge;
3) détails concernant le signal d’entrée de modulation.
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Procedure :

The apparatus shall be connected as shown, and the peak deviation of the output signal

measured using the frequency modulation meter.

Precautions:

When measuring very high frequency signals having a low peak frequency deviation, it may be
necessary to use a local oscillator which is phase locked to a source having a low incidental f.m.

content (e.g. a crystal oscillator) in order to reduce its f.m. noise deviation.

Specif'pn' canditions :

Thg following test conditions shall be stated in the detail specification:
1) pojver supply voltage;
2) lodd details;
3) defails of the modulating signal input.
of

Note. + Frequency modulation index fg= 3

where df is the actual peak frequency deviation and f, is the mgdulating<dig

B. Peak deviation less than 100 Hz

Test clrcuit:

Figyire 24b, page 112.

Procedure :

Thq peak frequency\deviatio
Note Q

o’ frequency modulation meter.

measured peak deviation

multiplication factor

Preca

1) W
necessary. t0

copteént-(e.g. a cfystal oscillator) in order to reduce its f.m. noise deviation.

hall be increased by frequency multiplication

se a Jocal oscillator which is phase locked to a source having a low incidental

S€C

y be
f.m.

2) Most oscillators are in some measure susceptible to ripple on the power supply voltage ; great
care should be taken when measuring signals having a small frequency modulation index to
ensure that supply voltage variations do not affect the measurement of peak frequency

deviation.

Specified conditions :

The following test conditions shall be stated in the detail specification:
1) power supply voltage;

2) load details;

3) details of the modulating signal input.
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of
fa

Notes 1. — Indice de modulation de fréquence =

ol 8f est I'écart de créte réel d’excursion de fréquence et f,, est la fréquence du signal de modulation.
2. — Il peut étre nécessaire d’utiliser un mélangeur avant et/ou aprés la multiplication de fréquence pour ramener la

fréquence du signal dans la plage de I'appareil de mesure de la modulation de fréquence.

8.2.19.2 Sensibilité de modulation de fréquence

Objet :

Mesurer I’écart de créte de I'excursion de fréquence d’un signal modulé en fréquence, résultant

de I’application d’un signal spécifi¢ aux bornes de modulation de I'oscillateur.

Crircuit d’essat:

Figure 25, page 112.

Méthode :

aux bornes de modulation de I'oscillateur et sa sortie
voltmetre électronique, est réglée a I'amplitude spé

8.2.19.1.

La sensibilité de modulati

écart crétel\a cr“@l tension>du signal de modulation

odutation (il doit étre tel que I’écart de créte maximal de
pas dépassé).

.2:9.3 Distorsion de modulation de fréquence (non-linéarité)

Objet:

Un générateur de signal fournissant un signal de mgodula afré édifice est relié
: fcope ou d’un

rt:

fréquence de

fluencé par une
ension continue

Mesurer la distorsion résultant du procédé de modulation de fréquence, provoquée par une

non-linéarité de la caractéristique de transfert de modulation.

A. Essai statique

Circuit d’essai :

Figure 26a, page 113.
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of

Notes 1. — Frequency modulation index = ,
fm
where Of is the actual peak frequency deviation and f,, is the modulating signal frequency.
2. — Tt may be necessary to use a mixer, before and/or after frequency multiplication, to down-convert the signal to
bring it within the range of the modulation meter.

8.2.19.2 Frequency modulation sensitivity

Purpose:

To measure the peak frequency deviation of a frequency modulated signal resulting from the
application of a specified signal to the external modulation terminal of the oscillator.

Test cifcuit:

Figure 25, page 112.

Procedure :

Asi ted
to the de
as mes

The ¥ e ibed in Sub-clause

8.2.19
Genl

Specifigd conditions :

The following test co

1) power supply xoltag
2) lodd details <>
3) setfing of any ffeque

4) mqgdulating sigfl
5) mo
frefjuen

be such that the specified maximum permissible peak
scillator is not exceeded).

e bsed t0”determine the immunity of an oscillator to power supply line ripple, etc), by
¢ modulating signal on the d.c. supply voltage. '

Note. —

8.2.19.3 Fnequency modulation distortion (non-linearity)

Purpose :

To measure the distortion resulting from the frequency modulation process caused by
non-linearity of the modulation transfer characteristic.
A. Static test

Test circuit:

Figure 26a, page 113.
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Méthode :

Une source d’alimentation a courant continu 2 tension réglable est reliée aux bornes modulation
de loscillateur et 'on mesure la fréquence de sortie de l'oscillateur pour diverses tensions

continues de commande spécifiées. Une courbe de la fréquence de sortie en fonction

de la tension

de commande est tracée; la linéarité de I'écart de modulation de fréquence est déterminée d’apres

cette courbe (voir paragraphe 3.28).

Conditions spécifiées :

Les conditions d’essai suivantes sont prescrites dans la spécification particuliere :
1) tension d’alimentation;
2) détails concernant la charge;

2) Toute disto

8.2

3)—gammme detatension te coTmmaTie e courant Conting
4) détails de réglage pour tout ajustage de fréquence prévu;
5) différentes valeurs de la tension continue de commande.
B. Essai dynamique

Circuit d’essai :

Figure 26b, page 113.

Méthode :

gu’il produise ’excur
de la fréquence de modulatio i\ ¥ : 1) estappliqué aux bornes n
tie/du détecteur (de ’appare
du facteur de distorsion.

Précautions :

1) Le signal de

faiva "

.19.4  Keponse en frequence de la modulation de jrequence

Objet :

Mesurer la variation de sensibilité de modulation de fréquence résultant de var
fréquence du signal de modulation.

Méthode :

ion spécifiée
odulation de
il de mesure

iations de la

On mesure, conformément au paragraphe 8.2.19.2, la sensibilité de modulation de fréquence a

la fréquence de référence spécifiée ; on mesure ensuite la variation de la sensibilité de

modulation,

généralement exprimée en décibels, entre la sensibilité de modulation a cette fréquence et la

sensibilité de modulation & d’autres fréquences spécifiées.
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Procedure :

A variable voltage d.c. power supply shall be connected to the external modulation terminal of
the oscillator, and measurements of oscillator output frequency at various d.c. modulation control
voltages as specified shall be made. A graph of output frequency against control voltage shall be
plotted, and hence the linearity of frequency modulation deviation is determined (see Sub-clause
3.28).

Specified conditions :

The following test conditions shall be stated in the detail specification:
1) power supply voltage;
2) load details;

3) W,
4) sgtting of any frequency adjustment provided;

5) d.c. control voltage increments.

B. Dyjnamic test
Test ciycuit:

Figyre 26b, page 113.

Procedure :

A sinusoidal signal at the specified freg and at\alex h as\to produce the specified
modu%tion frequency deviation (see <Sub>clay e/applied to the extefnal
modulation terminal of the oscillator and is signal from the modulation
detectpr (in the modulation meter) shall be NI e b a distortion factor meter.
Precautions :

1) Thg modulating signal sha
2) Any distortion intrg

that of the (@t

Specifi

The
1) po
2) loa
3) mdd
4) mo
5) setti

vith

8.2.19.4 Fregqueney-moditiationfrequeney-response
Purpose :

To measure the change in frequency modulation sensitivity resulting from changes of the
frequency of the modulating signal.

Procedure :

The frequency modulation sensitivity at a specified reference frequency is measured as in
Sub-clause 8.2.19.2, and the change in modulation sensitivity, usually expressed in decibels,
between this and the modulation sensitivity at other specified frequencies is measured.
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Précaution :

Le signal de modulation doit étre sinusoidal.

Conditions spécifiées :

Les conditions d’essai suivantes sont prescrites dans la spécification particuliere :
1) tension d’alimentation;
2) détails concernant la charge;;
3) détails de réglage pour tout ajustage de fréquence prévu;
4) fréquence (modulation) de référence;
5) niveau d’entrée de la modulation;
6) gamme de fréquences de modulation (pour ~l’essai).

-3.19.5  Impédance d’entrée de modulation en modulation de fréquen

.34.20 Distorsion harmonique

Cet essai est identique a celui du paragraphe 8.2.18.6.

Objet:

Mesurer la réponse d’un oscillateur résulta

Circuit d’essai :

Figure 27a, page 114.

Méthode :

Le circuit est ré it pour afficher

page
spectre “pée

D3 = valelr en pourcentage de la distorsion du troisieme harmonique

> = Jd:ffA

v

a figure 27c,

portante. Le

de spectre)

ibels; ou, en

a = | M £ 1 £ e | +al + 1 4+ ——_— 1 . _ |
1223 Givivineaeiavvat v iIniv Ta TUIid A IN4die T T IC T U R IVHICTITIAN HTUTTRUCT™U

décibels) mesurée sur I’analyseur de spectre

Précautions :

spectre (en

On doit s’assurer que la distorsion n’est pas produite dans le mélangeur d’entrée de I'analyseur

de spectre.

Une distorsion non linéaire (présentant I'apparence d’une distorsion harmonique) est produite
si le mélangeur d’entrée est surchargé. Ce point peut étre vérifié en plagant un atténuateur entre
Poscillateur et I’analyseur de spectre et en effectuant des mesures a divers niveaux de puissance.
Les réglages de I’atténuateur ne doivent pas affecter le pourcentage de distorsion harmonique.
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Precaution:

The modulating signal shall be sinusoidal.

Specified conditions :

The following test conditions shall be stated in the detail specification:

1) power supply voltage;

2) load details;

3) setting of any frequency adjustment provided;
4) reference (modulation) frequency;

5) modulation input level;

6) range of modulation frequencies (for test).

8.2.19.5 F.M. modulation input impedance

This|test is exactly as in Sub-clause 8.2.18.6.
8.2.20 Harinonic distortion

Purposg :

To measure the harmonically related response of an :

Test citcuit :

Figure 27a, page 114.

Procedyre :

The fircuit is set up as shownin } ; hcy
range which will embra i

In ap ideal case, th illator will appear as in Figure 27b, page 114. The
spectrym of an @ : harmonic distortion is shown in Figure 27c, page 114. The
spectrd may be measu irectly indecibels from the spectrum analyzer) as a power rdtio

S ed in decibels or alternatively the percentage distortjon
be quoted as follows:

of, for

100

4
70

10

where

D3=

d A3 EL 11 1 £ £ q PR | 1 elo-. 1 L H £ 41 4 Lo x] 1l
3 — VIO CHAIrIC vl Ul Taidainie imtar-aiirm i a1 id HTUTOUUTHICT S Pl il d T UCUIUTTS ) as

measured on the spectrum analyzer

percentage of third harmonic distortion

Precautions :

Care must be taken to ensure that the distortion is not produced in the input mixer of the
spectrum analyzer. ‘

Non-linear distortion (having the appearance of harmonic distortion) will be produced if the
input mixer is overloaded. This point may be checked by placing an attenuator between the
oscillator and the spectrum analyzer and taking measurements at various power levels. The
attenuator setting should not affect the percentage of harmonic distortion.
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Conditions spécifiées :

Les conditions d’essai suivantes sont prescrites dans la spécification particuliere::
1) tension d’alimentation;
2) détails concernant la charge.

Note. — La distorsion harmonique totale peut étre obtenue 2 partir de la somme des réponses liées a chaque
harmonique.

—d, —d, ~1
Dpiare = 100 10 ¢ + 10 10

8.2.21 Oscillations parasites

Objet :

Mesurer les réponses d’un oscillateur liées 2 la présence de diStersi niques ou de
réponses parasites. Il faut noter que les sous-harmoniques érés comme
des réponses parasites (voir paragraphe 3.30).

Méthode :

1 paragraphe

cipale».

-Précautions :

Il convient [de bli s . dans I’éventualité ot des signaux de niveau élevé se
trouverajent g n’ayant, par
défini la différence
entre les\sig "appareils en

8.2

8.2 dansle domaine-fréquence

8.2.22.1a) Bruit de phase (fluctuation de phase)

Objet :

Mesurer le bruit de phase ou fluctuation de phase d’un oscillateur. Le bruit de phase donne

une ‘mesure de la stabilité a court terme d’un oscillateur dans le domaine-fréquence (voir
paragraphe 3.24).

°

Test circuit:

Figure 28a, page 115.
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Specified conditions:

The following test conditions shall be specified in the detail specification:

1) power supply voltage;
2) load details.

Note. — The total harmonic distortion may be obtained from a summation of the individual harmonically related
responses.

_d2 —d3 —1;
Diw = 100 | 10 1© + 10 10

8.2.21 Spurjousoscitlations

Purposé¢ :

To m
noted
3.30).

ProcedIl
The

that the

pt

It is
respony

us

Precau‘]:ons :
Sho

d there be any hi
care shpuld be to
not hafmonically rélafe

betweepn oscillato

oscillat

8.2.22 Shon

8.2.22.1 Fre¢quency do measurements

8.2.22.1a) Phase noise (phase jitter)

Purpose :

To measure the phase noise or phase jitter of an oscillator. The phase noise gives a measure to
the short-term stability of an oscillator in the frequency domain (see Sub-clause 3.24).

Test circuit:

; Figure 28a, page 115.
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Description :

Le bruit de phase donne naissance & une distribution de bande latérale consistant en paires
symétriques dont 'amplitude relative comparée 2 la porteuse est égale a la moitié de 1a fluctuation
de créte de phase de cette composante en radians.

Pour la mesure du bruit de phase, on compare les signaux synchrones au moyen d’un détecteur
de phase. La sortie du détecteur de phase est la tension instantanée analogue a la composante de
bruit de phase. Afin que la sortie du détecteur de phase soit maintenue a zéro, a I’exception de la
composante de bruit de phase, I'oscillateur a I’essai (oscillateur 2 de la figure 28a, page 115) doit
étre maintenu en quadrature avec I'oscillateur de référence. On peut percevoir le zéro de phase a

la sortie du détecteur de phase a I'aide d’un amplificateur a courant continu et ainsi piloter
Poscillateur a essai en quadrature de phase.

La sortie de bruit de phase est contrdlée en permanence a P'aide
fréquence. Le bruit mesuré par I'analyseur d’onde est le bruit
d’effectuer une conversion valeur moyenne/valeur efficace) d

’onde a basse
éfre nécessaire
latérales. La

ne trés faible
ire). 11 arrive
fréquemment que les deux oscillateurs soient de méme type ; dans ce a qu’ils ont des

84 est réduit de

Méthode :
Le circuit est réalisé en prings a-la-figure 28a. La boucle d¢ réaction du
détecteur de phase est disposée 3 Hlateur 1 et I'oscillateur 2 puissenit &tre asservis

£ pour la définition de bande spécifiée (le plus

e différence de fréquence s'établit entre I'oscillateur 1 et
nde est réglé pour la différence de fréquence et I'échelle de
née au moyen de I'atténuateur dans la région —60 B 2 —80 dB
pour prévenir une surcharge de I'amplificateur a faiple bruit).

nterrupteur S;. Les oscillateurs 1 et 2 sont asservis en quadratyre de phase.
ateur est réglé a environ —10 dB et analyseur d’onde est déplacé en fr Equence dans
¢ des fréquences de décalage pour laquelle un tracé du bruit de phase|est requis.

Précautions:

Le temps de réponse de la boucle de commande de la fréquence doit étre trés grand devant la
période de la plus faible bande latérale de bruit 2 mesurer. Par exemple, pour mesurer des bandes
latérales de bruit de phase de 1 Hz, on indiquera un temps de réponse de 10 s (ou une fréquence de
coupure de 0,1 Hz). Le signal de sortie est proportionnel au bruit de fréquence dans la bande
passante de la boucle d’asservissement; il est proportionnel au bruit de phase loin de la bande
passante de cette boucle, mais dans la région de transition, la situation se complique un peu.

On doit observer les précautions générales qui concernent I'utilication des détecteurs accordés a
bande étroite; en particulier, le rythme d’accord (Hz/s) doit &tre faible comparé 2 la largeur de
bande du détecteur (Hz) et le temps d’intégration aprés détection doit étre grand devant la largeur
inverse de bande du détecteur.
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Description:

A

Phase noise gives rise to a sideband distribution that consists of symmetrical pairs whose relative
amplitude, compared with the carrier, is equal to one-half the peak phase fluctuation of that
component in radians.

For the measurement of phase noise, synchronous signals are compared by means of a phase
detector. The output of the phase detector is the instantaneous voltage analogue of the phase noise
contribution. For the phase detector to be held to zero output, except for the phase noise
contributions, the oscillator under test (oscillator 2 in Figure 28a, page 115) must be kept in
quadrature with the reference oscillator. This is achieved by using a d.c. amplifier to sense a zero
phase detector output and hence drive the test oscillator to phase quadrature.

The ¢
by the
averagg
subtracting 6 dB.

allowa
Procedyre :

The »m the phase detector should
be arr3 o phase-locked in phase quadratyre.
The W 2solution bandwidth (frequently
1 Hz)|and the integrato, tant i_the o¢p rate adjusted consistent with fhe
bandw|dth.

1) Callbration

Switch S, i y diffe cegqiency is established between oscillator 1 and
The'wade ana 1 Y

osclllator 2.
recprder is caljbrs 5 e I\th¢ attenuator in the region —60 dB to —80 dB (high
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2) Me
Switehs sedNOsaillators 1 and 2 are phase-locked in quadrature. The attenuator is sef to
-1 and the wave analyzer is tracked in frequency over the range of offset

plot of phase noise is required.

Precautions;

The response time of the frequency-control loop must be very long compared with the period of
the lowest sideband noise to be measured. For example, a 10 s response time (or, 0.1 Hz cut-off
frequency) would be indicated in order to measure phase noise sidebands at 1 Hz. Within the
pass-band of the locking loop, the output signal is proportional to frequency noise ; far outside the
locking-loop pass-band, the output signal is proportional to phase noise; but in the transition
region, the situation is somewhat complicated.

General precautions pertaining to the use of narrow-band tuned detectors must be followed; in
particular, the tuning rate (Hz/s) must be small compared with the detector bandwidth (Hz), and
the post-detector integration time must be long compared with the inverse detector band-
width.
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Par exemple, pour une largeur de bande du détecteur de 10 Hz, le rythme d’accord (ou de
balayage) ne doit pas &tre, en principe, supérieur a 1 Hzs et le temps d’intégration a utiliser doit
étre d’au moins 1 s en principe.

Notes 1. — La limite de définition de ce syst¢éme de mesure est déterminée par la largeur de bande minimale de 'analyseur
d’onde. Dans ce cas, les composantes du spectre qui ont une fréquence de Fourier inférieure 2 la largeur de
bande de I'analyseur ne peuvent &tre mesurées.

La figure 28b, page 115, montre un tracé typique du bruit de phase d’un oscillateur.

2. — On suppose que la composante de bruit provenant de la boucle d’asservissement de phase est faible comparée
a celle qui provient de Poscillateur. Un autre dispositif de mesure consiste a fabriguer les deux oscillateurs avec
une différence de fréquence de 25 kHz par exemple, et 2 examiner ensuite (a laide de I'analyseur d’onde) la
répartition de bruit de part et d’autre de la sortie 25 kHz d’un mélangeur utilisé 2 la place du détecteur de
phase ; dans ce dispositif, un filtre passe-bande (centré sur la différence de fréquence) peut &tre utilisé a la
place du filtre passe-bas. Ce dispositif a le désavantage de présenter une faible stabilité propre et, en général, il
n’est pas possible d’utiliser de si faibles largeurs de bande de définition.

Conditions spécifiées :

1) tension d’alimentation;

2) détails concernant la charge;

3) gamme de fréquences dans laquelle le bruit de p
bandes latérales est mesuré;

4) largeur de bande de définition du syste

Note. — Elle peut étre supérieure 2 la largeur de 1
requise.

de fréquence est

5) temps d’intégration de I'enxe

.R.22.1b) Pureté spectrale

d’'un oscillateur dans une large gamme fe fréquences

ors bande concerne le rapport entre le niveau relatif de bruit a dgs fréquences
porteuse, en incluant les tonalités harmoniques discrétes oufles tonalités
atiques parasites de la fréquence, et le niveau de la porteuse.

Le paragraphe 8.2.22.1a) traite de la mesure du bruit de phase dans une extension de la région
proche de la fréquence principale de sortie (2 plusieurs largeurs de bande) alors que le présent
paragraphe concerne la région «plate» de bruit qui fait suite a la précédente et qui s’étend de
plusieurs kilohertz a plusieurs mégahertz du signal de sortie principal.

Méthode :

Le circuit est réalisé conformément a la figure 27a, et I'on régle I'analyseur de spectre pour un
affichage de la gamme de fréquences souhaitée. Le niveau du palier de bruit peut &étre déterminé
directement (en décibels) sur 'écran de I'analyseur de spectre, en effectuant une correction
approprié€e a la largeur de bande de I'analyseur (c’est-a-dire 10 dB par décade de largeur de
bande) afin de ramener les données sur une base de 1 Hz.
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For example, with a 10 Hz detector pass-band, the tuning (or slew) rate should be no greater
than 1 Hz/s, and an integration time of at least 1 s should be used.

Notes 1. — The limit of resolution of this measurement system is determined by the minimum bandwidth of the wave

analyzer. In this case, spectral components having a Fourier frequency lower than the analyzer bandwidth may

not be measured.
A typical plot of phase noise from an oscillator is shown in Figure 28b, page 115.

2 It is assumed that the noise contribution from the phase lock loop is small compared with the oscillator

contribution. An alternative circuit arrangement is to manufacture the two oscillators with, say, a 25 kHz
frequency separation and then to examine (with the wave analyzer) the noise distribution around the 25 kHz
output from a mixer, which should be used in place of the phase detector — in this arrangement, a band-pass
filter (centred on the difference frequency) may be used instead of the low-pass filter. The disadvantage of this
system is that it has an inherently lower stability and, in general, it will not be possible to use such low
resolution bandwidths.

Specifi

The
1) po
2) loz
3) fre
4) res

Note. —

5) infegrating time for recorder.

8.2.22.1b)

Purpg
To

Test g

Fig

Descry,

Ouj b
includli

measure the far

yreuit:

ed conditions :

following test conditions shall be stated in the detail specificatios

wer supply voltage ;
d details;
quency band over which single or double sideband ph

olution bandwidth of measuring system;

L This should be increased from the 1 Hz frequently us

Spectral purity

se ”

gasured;

oscillator (see Sub-clause 3.25).

9,

Sub-clauise 8.2.22.1a) deals with the measurement of phase noise in the enhancement region

near (within several bandwidths) the principal output frequency, while this sub-clause refers to the
“flat” additive noise region extending from several kilohertz to as much as several megahertz away
from the principal output signal.

Procedure :

The oscillator shall be connected as shown in Figure 27a, and the spectrum analyzer adjusted to
display the desired frequency range. The level of the noise pedestal may be determined direct from
the spectrum analyzer display (in decibels), with appropriate correction for the analyzer
bandwidth (i.e. 10 dB per decade bandwidth) in order to reduce the data to a 1 Hz basis.
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Précautions :

1) On doit prendre soin de s’assurer que la composante de bruit de 'analyseur de spectre n’altére
pas sa mesure. Cela peut étre vérifié en introduisant un atténuateur réglable entre l'oscillateur
et I'analyseur de spectre et en déterminant que les niveaux de la porteuse et du bruit sont
identiques pour le méme réglage de I’atténuateur.

2) Dans de nombreux cas, le rapport signal a bruit sur large bande des oscillateurs pilotés par
quartz excéde trés largement la gamme dynamique des analyseurs de spectre dont on peut
disposer; il peut &tre nécessaire, dans un tel cas, dutiliser un filtre de suppression a bande
étroite pour affaiblir la porteuse d’une quantité donnée (c’est-a-dire 80 dB ou 90 dB) afin
d’éviter de saturer I'analyseur. On peut utiliser, en variante, un dispositif 2 démodulation tel
que la boucle d’asservissement de phase 2 bande étroite du paragraphe 8.2.22.1a) pour

Note. — Le niveau du bruit qu’ajoute un oscillateur piloté par quartz étant du mé
par 'impédance de charge elle-méme, un grand soin est recommandg
équipement de traitement du signal utilisé pour les mesures.

hermique produit
amplificateur ou

Conditions spécifiées :
Les conditions d’essai suivantes sont prescrites d

1) tension d’alimentation;

2) détails concernant la charge;

3) largeur de bande de définition de I’an .
spécifique de

jllateur (voir

ésiduellle ou
t les compo-
€s a environ
- s sources de
signaux utilisées pour les signaux de porteuse dans les systemes de télécommunication.

santes de 1 fluctuation de fréquence avec des fréquences de bande de base supérie

~

Méthode :

L'oscillateur est monté dans le circuit d’essai comme indiqué et I'on attend qu’il se stabilise. Le
discriminateur de fréquence doit donner une caractéristique linéaire sur une bande suffisamment
large pour éviter une distorsion des composantes de bande de base dans la gamme intéressée. Le
spectre de modulation fortuite de fréquence est obtenu directement sur ’enregistreur X-Y.

Silon veut déterminer le signal de modulation de fréquence dans une zone particuliere de la
bande de base, un filtre passe-bande convenable et un voltmetre en valeurs efficaces peuvent


https://iecnorm.com/api/?name=89278ab878ec3d9c25e581ef1c5a8c6a

— 81 —
Precautions :

1) Care must be taken to ensure that the noise contribution of the spectrum analyzer does not
degrade the measurement. This may be checked by inserting a variable attenuator between the
oscillator and the spectrum analyzer, and ensuring that both carrier and noise levels respond
equally to attenuator setting.

2) In many cases, the signal-to-wideband noise ratio of crystal controlled oscillators will greatly
exceed the dynamic range of available spectrum analyzers; in this case, it will be necessary to
use a narrow-band elimination filter to attenuate the carrier some known amount (i.e. 80 dB or
90 dB) to avoid saturation of the analyzer. Alternatively, some demodulation scheme may be
used, such as the narrow-band phase-locked loop of Sub-clause 8.2.22.1a) to effectively

remove the carrier.

Note. —| Since the additive noise level from a crystal controlled oscillator may be comparablg [to the thermal ljoise
generated by the load impedance itself, great care is indicated in the selection of any amplif®ér opsignal-proceqsing
equipment used in its measurement.

Specifipd conditions :
The|following test conditions shall be stated in the detail sp

1) poyer supply voltage ;
2) load details;
3) resplution bandwidth of the spectrum analyzer,

4) frequency separation from the carrigr X a sp ¥ relevant.

8.2.22.1c) |Incidental frequency modulation

Purpoge :

To measure the_in ation of an oscillator output signal (see Sub-
clause|3.26).
Test cipcuit:

Figy

Descri

Inci e residual or unintentional, frequency fluctuation characteristic of|the
oscillafor eutp al, particularly the frequency fluctuation components with base-bpnd
frequengeies Higher thian about 10 Hz. This characteristic is usually of interest in the specificatioh of

signal setircesused-to-generate-carriersignalsfor-telecommunication-pUrposes
Brees—usedto-generdte—carnerSignasHor-telecompHcationpurposes:

Procedure :

The oscillator is connected as shown, and allowed to stabilize. The frequency discriminator must
provide a linear characteristic over a sufficiently wide band to prevent distortion of base-band
spectral components in the range of interest. The incidental f.m. spectrum will be obtained directly
on the X-Y recorder.

If it is desired to determine the total f.m. signal in a particular base-band region, a suitable
band-pass filter and r.m.s. voltmeter may be substituted for the wave analyzer and X-Y recorder.
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remplacer I'analyseur d’onde et I'enregistreur X-Y. Dans chaque cas, il est nécessaire de
déterminer la caractéristique du discriminateur (écart volts/hertz) afin d’établir un systeme
d’étalonnage.

Précautions :

La modulation fortuite de fréquence des oscillateurs a quartz de haute qualité étant
généralement tres faible, particuliérement pour des fréquences faibles de la bande de base, le
choix des discriminateurs a faible bruit et des amplificateurs vidéo doit étre fait avec soin. Le
temps d’intégration aprés détection et le taux d’analyse de I'analyseur d’onde doivent &tre réglés
de fagon a étre compatibles avec la largeur de bande de I’analyseur afin de garantir une mesure
exacte des tonalités discretes de modulation de fréquence telles que celles qui son produites par
une ondulation de la tension d’alimentation, etc.

Conditions spécifiées :

Les conditions d’essai suivantes sont prescrites dans la spéé
1) tension d’alimentation;
2) ondulation de la tension d’alimentation;
3) détails concernant la charge;
4) gamme de fréquences de la bande de base;
5) largeur de la bande de définition de I’ana

terme d’un oscillateur dans le domairle-temps (voir

paragraphes\3.
Circuitz’ N

Equence entre
obabilité et la
es instabilités
mesurdbles de la paire est égal au double des instabilités de chaque oscillat?Er. La variance

mesuree est divisée par deux. De me€me la tluctuation type est divise par \/2.

2) On peut utiliser soit un compteur de fréquence avec une interface directe avec un calculateur,
soit un « compteur-calculateur». Les compteurs et leurs dispositifs enregistreurs de données
associés doivent pouvoir résoudre le nombre approprié de mesures dans le temps spécifié.

Méthode :

On établit le systtme de mesure comme le montrent les figures 30a ou 30b. On choisit
généralement des oscillateurs semblables et I'on suppose que la différence de 10 kHz entre la
fréquence des quartz ne modifie pas les statistiques d’une valeur significative.
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In either case, it will be necessary to determine the discriminator characteristic (volts/hertz
deviation) in order to establish the calibration system.

Precautions:

The incidental f.m. of high-quality crystal controlled oscillators is commonly very small,
especially at low base-band frequencies, requiring careful selection of low-noise discriminators
and video amplifiers. Post-detection integration time and wave analyzer scanning rate must be
adjusted to be compatible with the wave analyzer bandwidth in order to ensure accurate
measurement of discrete f.m. tones, such as those produced by power supply ripple voltage,
etc.

Specified conditions :

The| following test conditions shall be stated in the detail specificatio
1) poper supply voltage ;
2) popver supply ripple voltage ;
3) logd details;
4) bape-band frequency range;
5) anplyzer resolution bandwidth.

8.2.22.2 Time domain measurements

8.2.22.2a) |R.M.S. fractional frequency fluct

Purpofse :

To |measure the s 6f an oscillator in the time domain [see

Sub-clauses 3.2@

Test clrcuit:

Descr

1) TH d cousist of two similar oscillators having a frequency separatiolm of
ap) tion
fu qual

twice the instabilities of either oscillator. The variance measured is divided by two. Likewise

S
the standard Iluctuation is divided by V 2.

2) Either a frequency counter with a direct interface to a computer, or a *“‘computing counter”
may be used. The counters and their associated data recording devices must be capable of
resolving the appropriate number of measurements in the specified time.

Procedure :

The measurement system as shown in Figures 30a or 30b is set up. The oscillators are chosen to
be generally similar to each other. It is assumed that the 10 kHz difference in the crystal
frequencies does not change the statistics by a significant amount.
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Un nombre spécifié de mesures, M, de la fréquence de battement sont effectuées selon un temps
de moyenne spécifié 7. La fluctuation relative efficace de fréquence de l'oscillateur, obtenue par
comparaison des deux oscillateurs, est donnée par:

Af(r) 1 1 M- 201/,
( > = [_ kgl (Fkﬂ—Fk)J

F, 2F, L~M-1

ou Fy, Fy 1 sont les moyennes sur un temps 7 de la fréquence de battement et F, est la fréquence
nominale de I'oscillateur.

Précautions :

La stabilité de fréquence a court terme étant une mesure trés sensi € spectrale, il
convient d’effectuer son mesurage dans des conditions précises(de copduite:\Polir des ordres
élevés de stabilité, il convient d’utiliser des enceintes blindées, i yegistrement

On a supposé que les contributions des deux oscillatdurs étasint . IS’ n’est pas
possible d’utiliser deux oscillateurs identiques, on pe(it s€ i iltye & quartz.|Si 'on utilise
un filtre a quartz, comme indiqué a la figure 30b, pa ,1ae ante de bruit de 'oscillateur

1 peut étre minimisée pour des temps d’intégrati fs que I'invers¢ de la largeur
de bande. Pour des intervalles de temps plus \i e de bande du
e ous les cas, le

haque temps

Ement;

h forme d’un
mie le montre la figure 31, page 118. La spécification partlcullere doit indiquer

expressé si cette forme de présentation est requise.

Brouillage électromagnétique (par rayonnement)

Objet :

Déterminer le niveau de brouillage électromagnétique dii au rayonnement de I'oscillateur piloté
par quartz.

Note. — On peut utiliser cette méthode sauf prescriptions différentes dans les réglements nationaux.

Dispositifs d’essai :

Figures 32a et 32b, page 119.
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A specified number of measurements, M, of the beat frequency are made, using the specified
averaging time, 7. The r.m.s. fractional frequency fluctuation of the oscillator when obtained from
intercomparison of two similar devices, is given by:

<Af(r)) _ b [; Y Fen-ro |

Fo rms 2Fo ~M -1 k=1

where F,, F,. are consecutive measurements of the beat frequency, averaged over time 7 and F,,
is the nominal oscillator frequency.

Precautions :

The b
purity ¢
screene

Itis
use twa i sedhe
page 117, i ibuti i inimi eastirement averaging
times 1 i
recipro
the me

Specified conditions:

The [following test conditioqns shall be 3 ate%xe de
1) power supply voltage ;
2) ripple of supply volta
3) oscjllator load deta
4) avejraging timg
each averagin
5) dethi
6) low

for

Results|:

Itis fo erize the short-term frequency stability of an oscillator in graphical forn as '
shown| i i tail

Electromagnetic interference (radiated)

Purpose :

To determine the level of radiated electromagnetic interference emanating from a crystal
controlled oscillator.

Note. — This method may be used unless otherwise specified by national regulations.

Test arrangements :

Figures 32a and 32b, page 119.
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Conditions d’essai :

Il est essentiel que les essais de brouillage électromagnétique par rayonnement soient effectués
dans une chambre blindée de dimensions égales ou supérieures a 2,4 m pour la hauteur, 2,1 m
pour la largeur et 4,6 m pour la longueur.

‘De fagon idéale, il convient que, pour les essais de brouillage par rayonnement, des filtres
appropriés soient disposés dans une chambre blindée ayant des filtres appropriés sur toutes les
connexions d’alimentation aboutissant a I'oscillateur. Si cela est irréalisable, il est recommandé de
prendre des précautions de fagon a s’assurer que les résultats ne seront pas affectés par des bruits
de tension d’alimentation et par des champs autres que ceux qui sont dus a l'oscillateur a I'essai. -
Cela entraine I'utilisation de filtres additionnels dans les circuits d’alimentation et/ou de
charge. ‘

L’échantillon a essayer est en principe monté sur le plan de masse;
de la chambre par des connexions qui aboutissent & des points g
plus de 0,9 m et aux extrémités du plan de masse.

elui-ciest reljé au blindage
efre espacés de

Les fils de connexion de I’échantillon a I’essai au réseay/stakj i e de ligne ont
610 mm de longueur et sont soit blindés, soit non blindé igufle appropriée.
Lesréseaux stabilisateurs d’impédance sur les lignes qui mesukées sont adlaptés a ’aide
de résistances de 50 Q non réactives.
définies a la
rvenir a cette

L’impédance caractéristique du réseau st
figure 33, page 120. La figure 34, page 1
impédance.

Meéthode :

L’oscillateur & is € G &e hambre blindée avec le systeme de fesure décrit
ci-dessus.

ronditions du

inférieures a

nsse. Pour les
la gamme de
ise un dipdle
he hauteur de
au-dessus de ce plan; son centre est sur la méme ligne que le centre gométrique de
I'essai. Le barreau ou le dipole doit étre placé 2 508 mm du point le plus rapproché
dé la surface de l'oscillateur. Lorsque le dipdle a une longueur inférieure  celle| du dispositif

d’essai, on le déplace parallelement au bord du plan de masse jusqu’au point ol la réponse est
maximale.

Appareils de mesure :

Les appareils a utiliser de préférence pour effectuer les mesures spécifiées dans la présente
norme sont ceux qui permettent la mesure des valeurs de créte ou qui ont des largeurs de bande
entrant dans les limites définies au tableau I. Les appareils de mesure qui ont d’autres largeurs de
bande peuvent étre acceptés pourvu qu’on puisse utiliser des facteurs de corrélation convena-
bles.
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Test conditions :

For tests of radiated interference, it is essential that the test should be made in a screened room
having dimensions not less than 2.4 m high, 2.1 m wide and 4.6 m long.

Ideally the tests for conducted interference should be made in a screened room having adequate
filters in all incoming supply lines. If this is impracticable, precautions should be taken to ensure
that the results are not affected by noise voltages and fields other than those due to the oscillator
under test. This will involve the use of additional filters in the supply and/or load circuits.

Theltest sample should be mounted on the ground plane. The ground plane shall bexponde
the scieened room at points not more than 0.9 m apart, and at the ends gf

The|leads from the test sample to the line impedance stabilizing #@
length|and shall be screened or unscreened, as shown in the ap
netwotks in the lines not being measured shall be terminated

The[impedance characteristic of the stabilizing netwo
page 120. One practical method of attaining this }

Procedure :

The| oscillator shall be bed

above

The| measuremgnts &
conditjons fro i
A Vg i3

locate

to the
used;

fing

¢’ At 30 MHz and above, a horizontal dipole aerial shal| be
30 MHz to 50 MHz, a 50 MHz dipole shall be used and above

50 MHz3 at. dipole\shallbe used. It shall be placed parallel to the front edge of the gropnd
plane. 12kt shalht + 25 mm above the level of the ground plane and its centre shall be
adjace he.geometrical centre of the unit under test. The rod or the dipole aerial shal] be
locate he nearest point on the surface of the test sample. When the length of|the

dipole|isi€ss than that of the test layout, it shall be moved parallel to the edge of the ground plane
to the PoOINT of MaxXiMUMNI TESPOTSE.

Measuring sets :

Measuring sets having facilities for the measurement of peak values and having bandwidths
within the limits shown in Table I are preferred for measurements specified in this standard.
Measuring sets having other bandwidths are acceptable provided suitable correlation factors are
used.
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TABLEAU 1

Limites de largeur

Gamme de fréquences de bande (3 —6 dB)

0,05 MHz a 0,15 MHz 200 + 100 Hz

0,15 MHz a 30 MHz 9+ 1kHz
30 MHz a 300 MHz 150 + 50 kHz
300 MHz a 1 000 MHz 150 £ 50 kHz

Toutes les tensions mesurées doivent &tre rapportées a4 50 Q.

ilise un réseau
é B, il doit étre

énéralement,

du signal de
brouillage.

Conditions spécifiées :

9.1

.145%0 a 75%o,
ctuées a des
, st nécessaire,

La temperature ambiante a laquelle sont effectuées les mesures d01t étre notée dgns le rapport

U Cbbdl

9.2 Méthodes d’essai climatiques et mécaniques
9.2.1 Robustesse des sorties
9.2.1.1 Essai de traction sur les sorties

L’oscillateur est soumis a la méthode d’essai Ua, : Traction, et Ua,: Poussée, de la Publication
68-2-21 de la CEL
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All voltages measured shall be referred to 50 €.

If the
shall bg

Whe

As t

correct|

In a
signal.
Specifie

The
1) pov
2) loa

4) me

9.1 Standaj
Unlg

for teslti
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TaBLE 1

Frequency range

Bandwidth limits

(at —6 dB)
0.05 MHz to 0.15 MHz 200 £ 100 Hz
0.15 MHz to 30 MHz 9+ 1kHz
30 MHz to 300 MHz 150 + 50 kHz
300 MHz to 1 000 MHz 150 £ 50 kHz

input impedance of the measuring set differs from this value, a suitable

used, and the appropriate correction factor applied.

1 cases, the measuring set shall be tuned for a

d conditions:

ver supply voltage ;
1 details;
3) frequency range for in
hod of attachme

ambient temperature during the measurements shall be stated in the test report.

he impulse bandwidth of measuring sets normally diffe
jon factor shall be applied on a linear basis.

h a measuring set has a quasi-peak voltmeter only, it will need to by
voltages.

atchmg netwdrk

glk
ipte

to the interferjng

pns
to
the

9.2 Environmental test procedures

9.2.1 Robustness of terminations

9.2.1.1 Tensile test on terminations

The oscillator shall be subjected to the procedure of Test Ua,: Tensile, and Ua,: Thrust, of

IEC Publication 68-2-21.
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Sauf prescription différente dans la spécification particuliere, les valeurs de force a appliquer
sont: '
a) pour les broches de diametre 0,80 mm ou supérieur, poussée 20 N et traction 20 N;

b) pour les fils de diamétre inférieur a 0,80 mm, traction 10 N.

9.2.1.2 Pliage des fils de sortie

L’oscillateur est soumis a la méthode d’essai Ub: Pliage, de la Publication 68-2-21 de la
CEL

Sauf prescription différente dans la spécification particuliére, la force est appliquée de fagon
telle que la courbure débute a 2,5 + 0,5 mm du corps de I'oscillateur. La valeur de la force est
de 5 N.

9.2.2  Essais d’étanchéité (pour les oscillateurs fermés hermétiquement

9.2.2.1 Etanchéité — Essai A

e d’essai 1, de
t essai.

|les issues des

9.
: Essai d’étanchéité au gaz traceur avec spgctrometre de
Publication 68-2-17 de la CEI, conformément & la procédure
X maximal de fuite ne doit pas excéder la valeur sp¢cifiée dans la
9.

»$t soumis a la méthode d’essai Ta: Soudabilité des sorties par fils pu par cosses,
Méthede du bain d’alliage, température 235 *+ 5 °C, de la Publication 68-2-20 dg la CEL

9.2.4 Variations rapides de température

L’oscillateur est soumis a la méthode d’essai Na: Variations rapides de température, méthode a
deux chambres, de la Publication 68-2-14 de la CEL

La température de la chambre 2 basse température et celle de la chambre a haute température
sont réglées aux valeurs extrémes de la gamme de températures de fonctionnement prescrite dans
la spécification particuliere.

L’ oscillateur est maintenu pendant 30 min & chaque température extréme.

Il est soumis 2 dix cycles thermiques complets puis exposé aux conditions atmosphériques
normales de reprise pendant au moins 2 h.
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Unless otherwise stated in the detail specification, the loading force shall be:

a) pin terminations of diameter 0.80 mm or greater, 20 N thrust and 20 N tensile;

b) wire terminations of less than 0.80 mm diameter, 10 N tensile.

9.2.1.2 Bending of wire terminations

The oscillator shall be subjected to the procedure of Test Ub: Bending, of IEC Publica-
tion 68-2-21.

Unless otherwise stated in the detail specification, the force shall be restricted so that the bend
starts 2.5 + 0.5 mm from the body of the oscillator. The loading force shall be 5 N.

9.2.2 Sealing tests (for hermetically sealed units)

9.2.2.1 Sealing Test A

The pscillator shall be subjected to the procedure of Test Qc: : : ge,
Test Method 1, of IEC Publication 68-2-17.

The joscillator shall be immersed in degassed liqui

Thege shall be no leakage as determigied \yy repetitiye g IS.

After the test, there shall be no visiblg'damage tq the ossi

Note. —

9.2.2.2 Sea{ing, Test B

The pscillato edure of Test Qk: Sealing tracer gas method with
mass spectrometer, blication 68-2-17. The maximum leak rate shall pot
exceed| the value spe i ilspecification.

9.2.3 Solde

The : Sstbjected to the procedure of Test Ta: Solderability of wire and Jtag

terminfitions, \Solder bath method, 235 = 5°C, of IEC Publication 68-2-20.

9.2.4 Rapid change of temperature

The oscillator shall be subjected to the procedure of Test Na: Rapid change of temperature,
two-chamber method, of IEC Publication 68-2-14.

The low and high test chamber temperatures shall be the extremes of the operating temperature
range stated in the detail specification.

The oscillator shall be maintained for 30 min at each extreme of temperature.

It shall be subjected to ten complete thermal cycles and then exposed to standard atmospheric
conditions for recovery for not less than 2 h.
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9.2.5 Secousses

L’oscillateur est soumis a la méthode d’essai Eb: Secousses, de la Publication 68-2-29 de la
CE]L, suivant le degré de sévérité spécifié. L’oscillateur est monté ou maintenu par des brides
comme prescrit. Les trois axes orthogonaux selon lesquels les secousses sont appliquées

comprennent:
a) un axe parallele aux sorties;
b) un axe paralléle a la base de I'oscillateur.

9.2.6 Vibrations

9.2.6.1 Vibrations hors fonctionnement

N

L’oscillate
68-2-6 de la CE], suivant le degré de sévérité spécifié. L’oscillate
des brides comme prescrit. Les trois axes orthogonaux selon lesq
comprennent:

a) un axe parallele aux sorties;

b) un axe parallele a la base de I'oscillateur.

9.2.6.2 Vibrations en fonctionnement

particuliere.

9.3.7 Chocs

a) un axe p

b) un@p

9.1

68-2-13 de la CEL

L’oscillateur est essayé dans les mémes conditi agraphe 9.2.6.
tensions sont appliquées; on effectue is/é } escrits dans la

a méthode d’essai Ga: Accélération constante, de 1
scillateur est monté ou maintenu par des brides comme

a Publication
maintenu par
est appliquée

|, sauf que les
spécification

7 dela CE],
rides comme
Ennent:

n Publication
prescrit. La

a Publication

9.2.10 Séquence climatique

L’oscillateur est soumis a la séquence climatique de la Publication 68-1 de la CEI, article 7, &

I’exception pres que I'essai M n’est pas applicable.

9.2.10.1 Chaleur séche

L’oscillateur est soumis & la méthode d’essai Ba: Chaleur séche pour un spécimen ne dissipant
pas d’énergie avec variation brusque de la température, de la Putlication 68-2-2 de la CEL ala
température de 100 *+ 2 °C pendant 16 h, sauf prescription différente dans la spécification

particuliere.
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9.2.5 Bump

The oscillator shall be subjected to the procedure of Test Eb: Bump, of IEC Publication
68-2-29, using a specified degree of severity. The oscillator shall be mounted or clamped as
required. The three mutually perpendicular axes in which the bump is to be applied shall

include: .
a) an axis parallel to the terminations;
b) an axis parallel to the base of the oscillator unit.

9.2.6 Vibration

9.2.6.1 Passive vibration

The oscillator shall be subjected to the procedure of Test Fc: Vibration (sinusoidal), of IEC

Publichtion 68-2-6, using a specified degree of severity. The oscillator shall be

clamped as required. The three mutually perpendicular axes in which the gccel
applief shall include:

a) anlaxis parallel to the terminations;
b) an|axis parallel to the base of the oscillator unit.

9.2.6.2 Active vibration

Theloscillator shall be tested as in Sub-clause 9.2.6.1, Hut during the
activated and electrical tests, as stated in the detail sp¢ ]

9.2.7 Shock

The |oscillator shall be subjected to the procedureN\o
68-2-27, using the specified degree of sever
requir¢gd. The three mutwall perpendjcilar
includg :

a) an pxis parallel to the\ter

b) an pxis parailito

9.2.8 Accelpration, stead

The
IECP
and de|

9.29 Low

The

Publicgdtion 68-2-13:

unted or
is) tq

ion
as
nall

9.2.10 Climatic sequence

The oscillator shall be subjected to the climatic sequence of IEC Publication 68-1, Clause 7,

except that Test M shall not be applicable.

9.2.10.1 Dry heat

The oscillator shall be subjected to the procedure of Test Ba: Dry heat for non-heat-dissipating
specimen with sudden change of temperature, of IE C Publication 68-2-2, at 100 + 2°C for 16 h,

unless otherwise stated in the detail specification.
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9.2.10.2 Essai accéléré de chaleur humide, premier cycle

L’oscillateur est soumis a la méthode d’essai Db* : Essai cyclique de chaleur humide (cycle de
12 + 12 heures), de la Publication 68-2-30 de la CE1, a la température maximale de 55 °C (degré
de sévérité du point b)), pour un cycle de 24 h. Sauf prescription différente dans la spécification
particuli¢re, 'oscillateur est soumis immédiatement a la méthode d’essai Aa de la Publication
68-2-1dela CEL

9.2.10.3 Froid

L’oscillateur est soumis a la méthode d’essai Aa: Froid pour un spécimen ne dissipant pas
d’énergie avec variation brusque de la température, de la Publication 68-2-1 de la CEI a la
pérature de—65—+—3—Cpenda —sauf-preseription—diffépemte—dans1a spécification

particuliere.

9.2.10.4 Essai accéléré de chaleur humide, cycles restants

L’oscillateur est soumis 4 la méthode d’essai Db* A ; 2 laCEL ala
température maximale de 55 °C (degré de sévérité d ing 3 eS es restants de

umide, de la
h spécification

L’oscillateur est soumis a Ia
Publication 68-2-3 de la CE1,
particuliere.

e d’essai Ka: Brouillard salin, de la Publicatipn 68-2-11 de

quatre périodes de pulvérisation de 2 h avec un sfockage d’une
apres fhaque période, sauf prescription différente dans 13 spécification

IV ossillateur est soumis 2 la méthode d’essai J: Moisissures, de la Publication [68-2-10 de la

9.3 Méthodes d’essai d’endurance

9.3.1 Vieillissement de la fréquence

L oscillateur est maintenu pendant la durée prescrite, a la température de 25 + 10 °C, indiquée
dans la spécification particuliere (par exemple 85 + 10 °C).

* Jusqu'au 1°F janvier 1983, I'essai D: Essai accéléré de chaleur humide, de la Publication 68-2-4 de la CE1, peut étre
utilisé, mais 'essai Db est considéré comme 'essai préféré.
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9.2.10.2 Accelerated damp heat, first cycle

The oscillator shall be subjected to the procedure of Test Db*: Damp heat, cyclic (12 + 12-
hour cycle), of IEC Publication 68-2-30, with the upper temperature 55 °C (degree of severity
of Item b)) for one cycle of 24 h. Unless otherwise stated in the detail specification, the unit shall
be subjected immediately to the procedure of Test Aa of IEC Publication 68-2-1.

9.2.10.3 Cold

The oscillator shall be subjected to the procedure of Test Aa: Cold for non-heat-dissi-

pating specimen with sudden change of temperature, of IEC Publication 68-2-1 at
—65 = 3°C for 2 h_unless otherwise stated in the detail specification

9.2.10.4 Agcelerated damp heat, remaining cycles

The joscillator shall be subjected to the procedure of Test Db* of I K
the upper temperature 55 °C (degree of severity of Item b)) fothe Te
24 h, ynless otherwise stated in the detail specification.

cachof

9.2.11 Damp heat, steady state

The pscillator shall be subjected to the'p p heat, steady state, of IEC
Publication 68-2-3 for 56 days, unless othex a1l specification.
9.2.12 Salt|mist
The |oscillator shall ca-
tion 6§-2-11.
The [test shall be @ fter

each, unless othe

9.2.13 Mor

The |oscillato
tion 6§-2<10-

be subjected to the procedure of Test J: Mould growth, of [ EC Publ{ca-

9.3 Endurance test procedures

9.3.1 Frequency ageing

The oscillator shall be maintained for the specified period at a temperature of 25 + 10°C or
such other temperature as may be stated in the detail specification (e.g. 85 = 10°C).

* Until the 1st of January 1983, Test D: Accelerated damp heat, of Publication 68-2-4, can be used. But Test Db is
preferred.
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La fréquence de chaque oscillateur est mesurée 2 intervalles appropriés pendant I'essai, a une
température quelconque choisie. La température doit, toutefois, &tre la méme pour toutes les
mesures et doit &tre maintenue pendant la mesure dans une tolérance globale adaptée aux
exigences de vieillissement (par exemple £0,5 °C).

La fréquence de sortie est mesurée selon la méthode décrite au paragraphe 8.2.4; la précision et
la définition du systéme de mesure de la fréquence sont de +5 X 10-7 ou £10% (la plus faible des
deux valeurs) du vieillissement admis pour les intervalles entre les mesures.

Les oscillateurs sont maintenus alimentés dans les périodes de stockage sauf prescription
différente dans la spécification particuliére.

§@>
B



https://iecnorm.com/api/?name=89278ab878ec3d9c25e581ef1c5a8c6a

— 97 —

The frequency of each unit shall be measured at appropriate intervals during the test, at
any convenient temperature ; however, the temperature of the unit at the time of each measure-
ment shall be the same within a total tolerance consistent with the ageing measurement

(e.g. £0.5°C).

The output frequency shall be measured as in Sub-clause 8.2.4; the accuracy and resolution of
the frequency measuring system shall be =5 X 10~7 or £10% of the allowed ageing over the
intervals between measurements, whichever is the smaller.

Oscillators shall be stored in an energized condition unless otherwise stated in the detail

specification.

§@
8
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“ F(T) avec décalage = AF, @ 25°C
F(T) with offset = AF, @ 25°C

Fréquence
Frequency

Fréquence nominale

Nominal frequency

|
l ~ _f(ryavec deécatag
)/ | " F(T) with zero gffget \
|
I |
[

Y

70°C

]
]
c
o
=
-
g3
[
® o
© 5,
8 2
© o AF
o 2 !
o T
@ 2
0w

|
|
|

|
! |

25°C 70°C

Y

Température de fonctionnement pendant |'ajustage
Operating temperature dunng adjustment

278180

Fic. 1. — Exemple de l'utilisation du décalage de fréquence.
Example of the use of frequency offset.


https://iecnorm.com/api/?name=89278ab878ec3d9c25e581ef1c5a8c6a

(Hz)

Ecart de fréquence
Frequency fluctuation

w4+ — = - - - ———_———— — — —— — —

200 1+

Fréquence centrale
Centre frequency

—200

—400

“+

1 s 3
B

Fic. 2. — Caractéristiques de\flugtration typique de fréquence.

Tension
Volt

LO 7

Temps de montée Temps de descente Temps
Rise time Decay time Time
280180
Fic. 3. — Caractéristiques de forme d’onde d’impulsion de sortie.

Characteristics of an output pulse waveform.
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O,
Alimentation Oscillateur
Power supply Oscillator

281/80

4a. — Méthode courant-tension.

Voltage-current method.

Oscillateur

Résis de la source
Y Source resistance

Oscillator

()
D u Oscillateur

Sourco-do-tension
oAl

Voltage source 283/80

Fic. 5. — Circuit de mesure de I’épreuve de tension.
Test circuit for voltage proof test.
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= =7 7 7 777 Chambre climatique

Environmental chamber

Alimentation [ Oscillateur | Charge
Power supply | Oscillator l Load
]
| |
1 J
- T T T T 84/80
6a. — Source d’alimentation unique.
Single power source.
()
Alimentatjon des U
circuits a fadiofréquence |
R.F. powe[ supply l
I Charge|
. i Load
\ Circuits de |
“ I'enceinte |
VAN — / Oven circuits
Alimenfation \)\ | |
de I'engeinte L |
Oven p wersupply<\ L -
v 28580
S circuits a radiofréquence et de I’enceinte séparées.
VGN pOWET Sources.
Circuits pour les mesures de puissance d’entrée.
Circuits for input power measurements.
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Alimentation - Oscillateur . Charge
Power supply o Oscillator o Load
Y
Compteur Etalon
de fréquence - de fréquence
Frequency counter Frequency standard,
286180

7a. — Meéthode du compteur pour A F/F > 1 X ¥07.

)

Counter method for A F/F > 1 x&
Alimentation Oscillateur N c%ge\
Loa

O

Power supply Oscillator
O

\f"

{/

| QPN

Compteur Etalon
\ de fréquence de fréquende
Frequency counter Frequency gtandard
287180
7

b= Méthode du compteur pour A F/F < 1 x 1077.
Counter method forA F/F < 1 X 1077,

A

. 7. — Mesure de la fréquence de sortie de I'oscillateur.
‘Measurement of oscillator output frequency.
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Chambre climatique
Environmental chamber
r _]

Alimentation Oscillateur

Power supply

'

|
|
I
|
T
I

I S ——

|
I
I
Oscillator i
|
|

( \%pareil de mesure
enregistreur
(e N

o (facultatif)

Recording meter
(optional)
Q 288/80
FiG reNd mportement fréquence-température.

W rement of frequency-temperature behaviour.
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2

Température
Temperature

T
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Température
Temperature

Fﬁnale

final

Fréquence
Frequency

Finitiale

initial

huence

juency
[ ————

= ¢ = fin du temps de stabilisation

= end of stabilization time

= time for frequency to change 10%

state increment

time for frequency to change 90%
state increment

= time for frequency to reach 110%
state increment on the recovery from

the case where overshoot is greater

Temps o
Time

289/80

pf the steady-
bf the steady-

f the steady-
overshoot (in
than 10%)

hermiques.
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Chambre climatique
Environmental chamber

Y

Y

Power supply Oscillator Load

| |
| |
.Alimentation l Oscillateur ! Charge
| |
| I
| |
| I

>

290/80
Fic. 10. — Mesure (
A
2
53
0
3 g_‘< Tolérance de fréquence
g f—_’ Frequency tolerance
g5
5 2 —_———
g 5
e
Y | l l
| i I
| [ [
—— £, t, t Temps'
Time
291/80
Fig. 11. — Exemple de caractéristique de retragabilité.

Example of retrace characteristic.
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Alimentation Oscillateur Charge
Power supply Oscillator Load

292180
Fi6. 12. — Méthode pour déterminer les caractéristiques de. sortie.

Method for determining output characteristics.

Vcréte a créte
Vek-pK

e a créte
PK

RERRNG
Time
294/80
13b. — Forte composante harmonique impaire.
Large odd harmonic content.
o e tg o /
3]
B b
o o
3 < -
NG Temps
t Time
J— |
295180
13c. — Forte composante harmonique paire.

Large even harmonic content.

Fic. 13. — Formes d’ondes de sortie non sinusoidales.
Non-sinusoidal output waveforms.
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Tension |
Voltage
Vi 4+ — — ——
Niveau de référence
Reference level
- Temps supérieur Temps—afé‘ri‘e;r—
I Up time | Down time
| |
VLO —t_‘ - T T " ——
0 p—
Temps d'un cycle Q \ w

Cycle time Jime
206180

Fic. 14. — Forme d’onde de sortie logique(typ
Logic output wavefor TLAT p&

Y
és 1 Charge
(AN ort l Load
0 w

Alimentatigh
Power sup sciltator

N > l
Accés Charge
Port 2 - Load
Y
Analyseur de spectre
Spectrum analyzer
297/80
Fig. 15. — Détermination du couplage entre acces différents.

Determination of isolation between output ports.
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Alimentation Oscillateur - Charge
Power supply o Oscillator o Load
Y
A
) Analyseur d spec\f\g
Tension de porte Spectrupy’analy
Gating voltage /\
298/80
Fic. 16. — M¢éthode de mesure de Defficacité illateur a porte.

Fréquence de sortie

Method for measuring suppression

i

Outpu
N

/4

Tolérance de fréquence
Frequency tolerance

)

0 < Temps
Time
/
Fig. 17. — Caractéristique du temps de stabilisation d’un oscillateur typique.

Typical oscillator stabilization characteristic.

299/80
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Alimentation
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Power supply

Oscillateur modulé
en amplitude
Amplitude-modulated
oscillator

Charge
Load

FIGURE 18a

300180

Alimentation

o

301(80

FIGURE 18b

Taux de modulation
Modulation index

=Z_‘§; m=0
+X

Power supply
l
Analyseur de spectre
Spectrum analyzer
302/80
FiGURE 19a
d
- fm fo fo +1
303180
FIGURE 19b
Fic. 19. — Bandes latérales de modulation d’amplitude et leur mesure.

A .M. sidebands and their measurements.
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Oscillateur
Oscillator

Alimentation
Power supply

y

Charge
Load

Générateur de signal
de modulation

Modulating signal

generator
/D
ou/or
\"
Fic. 20. — Mesure de la sensibilité de modu
Determination of a.m. sensitivit
Alimentation N Osciuatér/(
Power supply T /O@Qg) 6 > Load
\ \)\/"
| Q |
> Analyseur de spectre ,
N Spectrum analyzer
Y
s @
305180
FIGURE 21a
d, d,
} l
fo —3f, fo— I fo+ 1 fot3f,
—2 2
fo fn o fo ¥ 21 306/80
Figure 21b
Fig. 21. — Mesure de la distorsion de modulation d’amplitude et spectre résultant.

Measurement of a.m. distortion and resulting spectrum.
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